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전기용품안전기준 제정, 개정, 폐지 이력 및 고시현황

 제정 기술표준원 고시 제2000 - 463호(2001. 01. 05)

 개정 기술표준원 고시 제2003 - 1443호(2003. 11.15)

 개정 국가기술표준원 고시 제2014-0421호(2014. 9. 3)

 개정 국가기술표준원 고시 제2015-383호(2015. 9. 23)

부 칙(고시 제2015-383호, 2015.9.23)

이 고시는 고시한 날부터 시행한다. 
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KC CISPR 22          

전기용품안전기준

전기자기적합성(EMC) 

- 정보사무기기의 무선방해특성에 대한 측정방법과 한계값

Information technology equipment - Radio disturbance characteristics 

- Limits and methods of measurement          

 이 안전기준은 2008년 제6판으로 발행된 CISPR 22, Information technology equipment - Radio 

disturbance characteristics - Limits and methods of measurement를 기초로, 기술적 내용 및 대응 국

제표준의 구성을 변경하지 않고 작성한 KS C CISPR 22(2011.12)을 인용 채택한다. 
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(EMC) – 정보사무기기의

무선방해특성에 대한 측정방법과 한계값
Information technology equipment - Radio disturbance characteristics

- Limits and methods of measurement

1 적용범위

이 기준은 3.1에 정의된 정보기술기기에 적용된다.

정보기술기기에 의해서 발생된 스퓨리어스 신호 레벨의 측정 절차가 주어지고 A, B급 기기 두 가지
에 대한 9 kHz∼400 GHz의 주파수 범위에서의 한계값에 대해 규정하고 있다. 한계값이 규정되어 있
지 않은 주파수에 대해서는 측정할 필요가 없다.

이 기준의 목적은 이러한 범위에 포함된 기기의 무선 방해 레벨에 대한 일반적인 요구 사항의 정립, 
방해의 한계값 확정, 측정법에 대한 설명, 동작 조건 및 결과의 해석을 표준화하는 것이다.

2 인용 표준  

아래 표준들은 이 표준의 적용에 필수적이다. 발표 년도가 표시된 표준은 여기 인용된 판본만 적용
하고, 발표 년도가 표시되지 않은 표준은 그것의 최신판 (수정판 포함)을 적용한다. 

IEC 60083 Plugs and socket-outlets for domestic and similar general use standardized in 
member countries of lEG 

KS C IEC 61000-4-6 전기자기 적합성(EMC) － 제4부：시험 및 측정 기술 － 제6절：무선주파수
장에 의해 유도된 전도성 방해에 대한 내성

KS C CISPR 11 산업, 과학, 의료(ISM)용 기기 - 무선 방해 특성 - 측정 한계값 및 방법

KS C CISPR 13 음성과 텔레비전 방송 수신기 및 관련 기기 - 무선 방해 특성 - 측정 한계값과 
측정방법

KS C CISPR 16-1-1 무선 장해 및 내성 측정장비와 측정방법 - 제1-1부: 무선 장해 및 내성 측정
장비 – 측정 장비

KS C CISPR 16-1-2 무선 장해 및 내성 측정장비와 측정방법 - 제1-2부: 무선 장해 및 내성 측정
장비 - 전도성 방해 측정

KS C CISPR 16-1-4 무선 장해 및 내성 측정장비와 측정방법 - 제1-4부: 무선 장해 및 내성 측정
장비 - 복사성 방해 측정

CISPR 16-2-3 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and 
methods - Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity – Radiated 
disturbance measurements

CISPR 16-4-2 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and 
methods – Part 4-2: Uncertainties, statistics and limit modelling – Measurement instrumentation 
uncertainties
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3 정  의  

이 표준을 위해서 다음 정의가 적용된다.

3.1
정보기술기기 (ITE)
a) 통신 정보나 데이터의 입력, 저장, 디스플레이, 검색, 전송, 처리(processing), 스위칭이나 제어 

등을 어느 한 주요 기능으로 가진 기기 및 정보 전송을 위해 사용되는 하나 이상의 단자를 갖춘 
기기

b) 600 V를 초과하지 않는 정격 전압을 가지는 기기

예를 들어 정보기술기기는 데이터 처리 기기, 사무 기기, 전자 사무 기기 및 통신 기기를 포함한다.

ITU 무선 규정에 따라 무선 전송 그리고/또는 수신이 주된 기능인 기기(또는 정보기술기기의 일부)는 
모두 이 기준의 범위에서 제외한다.

비고 ITU 무선 규정에 따라 무선 전송 그리고/또는 수신 기능을 가진 기기는 이 기준의 적용에 관
계없이 국가 무선 규정을 따라야 한다.

특정 주파수 범위에서 모든 방해 관련 요건이 다른 표준이나 CISPR 출판물에서 명백하게 규정되어 
있는 기기는 이 기준의 범위에서 제외된다.

3.2
시험품 (EUT)
하나 이상의 호스트 유닛을 포함하고 계산 목적으로 사용되는 대표적 정보기술기기 또는 기능적으로 
상호 작용하는 정보기술기기군(시스템)

3.3
호스트 유닛
무선 주파수 발생원을 포함하거나 다른 정보기술기기에 전력 분배를 할 수 있는 시스템의 일부 또는 
모듈을 위한 기계적 하우징을 갖춘 유닛을 말한다. 전력 분배는 호스트 유닛과 모듈 또는 다른 정보
기술기기 사이에서 AC이거나 DC 또는 둘 다 될 수 있다.

3.4
모듈
기능을 제공하고 무선 주파수 발생원을 포함할 수도 있는 정보기술기기의 일부분

3.5
동일한 모듈과 정보기술기기
주어진 제조 규정에 대해 표준 제조 허용 오차 내에서 생산된 모듈과 정보기술기기

3.6
통신/네트워크 포트
음성, 데이터 및 신호 전달을 위해 다중 사용자 통신망 (예: 공중 교환 전화망(PSTN) 종합정보통신
망(ISDN), X-타입 디지털가입자회선(xDSL), 등), 근거리 통신망 (예: 이더넷, 토큰 링 등) 및 유사한 
통신망에 직접 접속을 통해 분산 시스템들을 상호 연결하기 위한 접속점

비고  일반적으로, 시험 중인 정보기술기기 시스템의 구성요소들을 상호접속 하기 위한 단자로, 그 
기능 사양에 따라 사용되는 단자 (예: RS-232, IEEE 표준 1284 (병렬 프린터), 유니버설 직렬 
버스(USB), IEEE 표준 1394 (“파이어 와이어(fire wire)” 등))는 이 정의의 통신/네트워크 포트
로 간주하지 않는다.

3.7
다기능 기기
하나의 유닛이 이 표준이나 다른 표준에 적용되는 두 가지 이상의 기능을 갖추고 있는 정보통신기
기.

비고    아래 명시한 것은 정보기술기기의 예에 포함된다.
― 통신 기능 또는 방송수신 기능을 갖춘 개인용 컴퓨터
― 측정 기능 등을 갖춘 개인용 컴퓨터
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3.8
총 공통모드 임피던스 (TCM impedance)
시험 중인 시험품 단자에 연결된 케이블과 기준 접지면 간의 임피던스

비고  완전한 케이블은 회로의 한 와이어로 보이고, 접지면은 회로의 다른 한 와이어로 보인다. 
TCM 파는 전기 에너지의 전송모드인데 케이블이 실제 응용에서 노출되면 전기 에너지의 복사
로 이어질 수 있다. 반대로 이것은 지배적 모드이기도 하며, 케이블이 극단적 전기자기장에 노
출되어 일어난다. 

3.9 배치

시험 구역 내에 연결된 주변 기기/보조 기기를 포함하는 시험품의 물리적 배치.

3.10 구성

시험품의 작동모드와 기타 운전조건.

3.11 보조 기기(AE)

시험품을 작동시키는 데 필요한 장비를 말한다. 보조 기기는 물리적으로 시험구역 밖에 위치할 수도 
있다.

4 정보기술기기의 분류  

정보기술기기는 A급 정보기술기기와 B급 정보기술기기의 2가지로 분류된다.

4.1 B급 정보기술기기  

B급 정보기술기기는 B급 정보기술기기 방해 한계값을 만족시키는 기기이다.

B급 정보기술기기는 주거 환경에서 사용하는 데 1차 목적이 있고 다음 기기가 포함될 수 있다.
―  고정된 사용 장소가 없는 기기：예를 들어 배터리에 의해 전원을 공급받는 휴대용 기기
―  통신 회로망에 의해 전원을 공급받는 통신 단말 기기
―  개인용 컴퓨터와 보조 접속 기기

비고 주거 환경은 라디오 및 텔레비전 방송 수신기가 보조 기기와 10 m 이내에서 사용되고 있는 환
경을 말한다.

4.2 A급 정보기술기기  

A급 정보기술기기는 A급 정보기술기기의 한계값을 만족하나 B급 정보기술기기의 한계값은 만족하지 
않는 정보기술기기다. 그러한 기기는 판매에 있어서 제한은 없으나 다음의 경고 사항을 사용 설명서
에 포함시켜야 한다.

경고
이 기기는 A급 제품이다. 주거 환경에서 이 기기는 전파 간섭을 일으킬 수도 있으며, 이러한 경
우 사용자는 적절한 조치를 취할 필요가 있다.

5 전원 단자와 통신 포트에서의 전도성 방해에 대한 한계값

시험품은 평균값 검파 수신기와 준첨두값 검파 수신기를 사용하고 9.에 설명된 방법에 따라 측정하
였을 때, 평균값 한계값과 준첨두값 한계값을 포함하는 표 1과 표 3 또는 표 2와 표 4의 한계값을 
만족해야 한다. 전류와 전압 양쪽의 한계값을 모두 만족시키는 C.1.3의 측정 방법을 제외하고는 표 
3 또는 표 4의 전압 또는 전류 한계값 중 어느 하나는 만족하여야 한다. 만약 준첨두값 검파기를 사
용할 때 평균값 한계값이 만족된다면, 시험품은 평균값 검파기를 사용한 측정할 필요 없이 양쪽 한
계값 모두를 만족하는 것으로 본다.

측정 수신기의 눈금이 한계값 부근에서 불안정할 경우 측정값은 각 측정 주파수에서 최소 15초 동안 
관찰되어야 한다. 순간적으로 분리된 높은 측정값을 제외하고 측정값은 가장 높은 지시값이 기록되어
야 한다.
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5.1 전원 단자 방해 전압의 한계값

표 1 ― A급 정보기술기기의 전원 단자에서의 전도성 방해 한계값

표 2 ― B급 정보기술기기의 전원 단자에서의 전도성 방해 한계값

5.2 통신 포트에서의 공통(비대칭) 모드 전도성 방해의 한계값1

표 3 ― A급 기기를 위한 0.15∼30 MHz의 주파수 영역에서의 통신 포트에서 발생하는 
전도성 공통모드 (비대칭 모드) 방해의 한계값

표 4 ― B급 기기를 위한 0.15∼30 MHz의 주파수 영역에서의 통신 포트에서 발생하는 
전도성 공통모드 (비대칭 모드) 방해의 한계값

1  3.6 .
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6 복사성 방해에 대한 한계값

6.1 1 GHz 미만 주파수에서의 한계값

시험품은 10.에서 설명한 방법에 따라 거리 R 만큼 떨어진 거리에서 측정할 때 표 5나 표 6의 한계
값을 만족해야 한다. 측정 수신기의 눈금이 한계값 근처에서 불안정할 경우 그 측정값은 각 측정 주
파수에서 최소 15초 동안 관측해야 한다. 순간적으로 분리된 높은 측정값을 제외하고 측정값은 가장 
높은 지시값이 기록되어야 한다.

표 5 ― 측정 거리 10 m에서의 A급 정보기술기기의 복사성 방해 한계값

표 6 ― 측정 거리 10 m에서의 B급 정보기술기기의 복사성 방해 한계값

6.2 1 GHz 이상 주파수에서의 한계값

시험품은 10.에 설명된 방법과 아래 기술된 조건부 시험절차에 따라 측정할 때 표 7 또는 표 8의 한
계값을 충족해야 한다. 

표 7 ― 측정거리 3 m에서 A급 정보기술기기의 복사성 방해 한계값

표 8 ― 측정거리 3 m에서 B급 정보기술기기의 복사성 방해 한계값

•  조건부 시험절차:

시험품의 내부 최고 주파수원은 시험품 내에서 발생하거나 사용되는 가장 높은 주파수 또는 시험품
이 작동하거나 동조되는 가장 높은 주파수라고 정의한다.

시험품의 내부 주파수원의 최고 주파수가 108 MHz보다 작으면, 1 GHz까지만 측정해야 한다. 

시험품의 내부 주파수원의 최고 주파수가 108 MHz와 500 MHz 사이이면, 2 GHz까지만 측정해야 
한다. 
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시험품의 내부 주파수원의 최고 주파수가 500 MHz와 1 GHz 사이이면, 5 GHz까지만 측정해야 한
다. 

시험품의 내부 주파수원의 최고 주파수가 1 GHz보다 크면, 최고 주파수의 5배까지와 6 GHz 중 낮
은 쪽 주파수를 적용 한다. 

7 CISPR 무선 방해 한계값의 해석

7.1 CISPR 한계값의 중요성

7.1.1 CISPR 한계값은 국가 표준안, 관련 법규, 그리고 공식 규정의 통합을 위해 각 국가에 권고되
는 한계값이다. 또한 국제 기구는 이러한 허용 기준을 사용하도록 권고한다.

7.1.2 기기에 대한 허용 기준의 의미는 대량 생산된 기기 중 통계적으로 최소한 제품의 80 %는 최
저 80 %의 신뢰도로서 한계값에 합당해야 한다는 뜻이다.

7.2 연속 생산되는 기기의 적합성 시험에 대한 한계값의 적용

7.2.1 시험은 다음과 같이 수행된다.

7.2.1.1 7.2.3에 설명된 통계적 평가 방법을 사용하여 표본 기기 중 하나의 샘플

7.2.1.2 간편성을 위해 어느 한 기기에서만

7.2.2 특히 위의 7.2.1.2의 경우, 생산품으로부터 무작위로 취한 제품에 대한 연속적인 시험이 종종 
필요하다.

7.2.3 통계적으로 평가된 한계값의 적합성은 다음과 같이 구해진다.

이 시험은 5개 이상, 12개 이하의 유형 표본에서 수행되어야 한다. 5개 표본을 이용할 수 없다면 4개 
또는 3개의 표본을 사용해야 한다. 허용 기준을 만족시키는지의 여부는 다음 관계식으로부터 판결된
다.

Ln £kSx＋

여기에서 x  : 표본에서 n개 항목에 대한 측정값의 산술 평균값

å -
-

= 2
n

2
n )(1

1 xxnS

Xn：개별 항목값
L : 해당 한계값
k : 이 유형의 80 %가   허용 기준 이하에 있음을 80 %의 신뢰도로서 확증할 수 있는 비

대칭 t 분포표로부터 유도된 인자이다.   k 값은 표본 크기 n 에 좌우되며 아래에 설
명되어 있다.

Xn, x ,Sn과 L의 양은 대수적으로 표시된다.   dB(μV),  dB(μV/m,),  dB(pW)

7.2.4 논쟁의 결과로서 판매 금지, 유형 승인의 취소는 7.2.1.1의 내용에 따른 통계적 평가 방법을 
이용한 시험을 수행한 후 고려되어야 한다.

8 일반적인 측정 조건  

8.1 주변 노이즈

시험장은 시험품으로부터 방해가 주변 노이즈와 구별되도록 해야 한다. 이런 관점에서 시험장의 적
합성은 시험품을 동작시키지 않은 상태에서 주변 노이즈값을 측정하여 그 노이즈값이 5. 및 6.에 규
정한 한계값보다 최소한 6 dB 이하임을 확인함으로써 결정할 수 있다.

특정 주파수 범위에서 주변 노이즈가 규정된 한계값보다 최소한 6 dB 이하가 안 되면, 규정된 한계
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값에 대한 시험품의 적합성을 나타내기 위해 10.4에 제시한 방법을 사용할 수 있다.

주변 노이즈와 시험품 방해원의 합성값이 규정된 한계값을 초과하지 않는 곳에서는 주변 노이즈값이 
규정된 한계값보다 6 dB 이하가 되지 않아도 된다. 이 경우 시험품의 노이즈 전기장 강도는 규정된 
한계값을 만족한다고 간주된다. 주변 노이즈와 시험품 방해원의 합성값이 규정된 한계값을 초과하는 
곳에서는 한계값을 초과하는 특정 측정 주파수에서 아래 두 가지 조건을 만족하는 것이 증명되지 않
는 한, 시험품이 규정된 한계값을 만족하지 않는다고 판단해서는 안 된다.

a) 주변 노이즈값이 시험품 방해에 주변 노이즈값을 더한 값보다 적어도 6 dB 이하이다.
b) 주변 노이즈값이 규정된 한계값보다 적어도 4.8 dB 이하이다.

8.2 일반 배치  

여기에 규정되지 않은 경우, 시험품은 대표적인 사용법과 일치하도록 구성, 설치, 배치, 동작시켜야 
한다. 접속 케이블/부하/장치는 시험품의 각 접속 단자의 각 유형에 대해 적어도 한 곳에 접속시켜야 
하며, 실제로 각 케이블은 실제 사용되는 대표적 장치로 종단되어야 한다.

같은 유형의 다중 접속 단자가 있는 경우, 추가 상호 접속 케이블/부하/기기가 예비 시험 결과에 따
라 시험품에 추가될 수도 있다. 추가되는 케이블의 수는 한계값에 대해 그 케이블이 상당한 양의 마
진(예를 들면 2 dB)을 감소시키지 않는다는 조건에 따라 제한되어야 한다. 그러한 배치와 단자의 부
하 적용에 대한 선정 이유를 시험 성적서에 기록해야 한다.

상호 접속 케이블은 개별 기기의 요구 사항에서 규정한 유형과 길이로 해야 한다. 길이가 가변되는 
경우 최대 방해가 나타나도록 길이를 선정해야 한다.

적합성을 얻기 위해 시험되는 동안 차폐된 케이블 또는 특별한 케이블이 사용된다면 그런 케이블을 
사용해야 할 필요성을 사용 설명서에 포함시켜야 한다.

길이가 긴 케이블은 30∼40 cm 길이의 다발을 만들어 그 중심 지점을 묶어 둔다. 케이블 굵기나 경
직성으로 인하거나 사용자 설치 상태에서 시험이 진행되어야 하는 이유로 묶어 둘 수 없을 경우, 남
는 케이블의 처리 상태에 대하여 시험 성적서에 자세히 기입해야 한다.

모두 같은 유형의 다중 접속 단자가 있는 경우, 케이블을 추가하는 것이 결과에 큰 영향을 미치지 
않는다면 케이블을 단자의 유형 중 하나에만 접속하는 것으로 충분하다.

일련의 시험 결과는 그 결과가 재현 가능하도록 케이블과 기기의 방향에 대한 완전한 설명을 덧붙여
야 한다. 사용을 위한 특별한 측정 조건이 한계값을 만족하기 위해 요구된다면 그 조건은 명시되어
야 하고 기록해 두어야 한다. 예를 들어 케이블 길이, 케이블 유형, 차폐와 접지이다. 이러한 조건은 
사용 설명서에 포함되어야 한다.

서랍, 플러그인 카드, 보드 등 여러 가지 모듈이 장착된 장치는 대표적인 설치 상태에서의 모듈의 조
합과 수를 사용하여 시험해야 한다. 실제 사용된 추가 보드나 플러그인 카드의 수는 다른 보드나 카
드의 추가로 인해 한계값에 대해 상당한 양의 마진(예를 들어 2 dB)이 감소하지 않도록 제한되어야 
한다. 모듈의 수와 유형을 선정한 이유를 시험 성적서에 설명해 두어야 한다.

별개의 독립된 기기로 이루어진 시스템은 최소한의 대표적인 구조로 배치되어야 한다. 시험 배치에 
포함된 기기의 수와 구성체의 조합은 보통 전형적인 설치 상태로 사용되는 대표적인 구성이 되어야 
한다. 구성체를 선정한 이유에 대해서는 시험 성적서에 설명해 두어야 한다.

최소한의 대표적인 구성의 예는 다음과 같다.

개인용 컴퓨터나 그 주변 장치에 대해서는 시험을 위한 최소 시험 구성은 다음과 같은 기기로 구성된
다.

a) 개인용 컴퓨터
b) 키보드
c) 화상 디스플레이 기기
d) 유용한 입출력 프로토콜, 예를 들어 직렬, 병렬 등의 두 가지 유형의 각각에 대한 외부 주변 

기기
e) 시험품이 마우스나 조이스틱과 같은 특별한 용도의 장치를 위한 전용 단자를 가지면 그러한 
기기는 최소 구성의 일부가 되어야 한다.

비고 a), b) 그리고/또는 c)는 어떤 시스템에서는 같은 섀시에 조립될 수 있다. 어떤 경우에도 a), 
b), c) 마우스나 조이스틱 장치는 d)로 인하여 다른 것으로 대치하지 못한다.

판매 시점 관리(point of sale) 단말기에 대해서는 최소한 다음과 같은 장치로 구성되고 (확장 가능) 
시험되어야 한다.

a) 고성능 프로세서(till)
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b) 현금 서랍
c) 키보드
d) 디스플레이 기기 (운영자와 고객)
e) 대표적인 주변 기기 (바코드 스캐너)
f) 휴대용 장치 (바코드 스캐너)

각 유형 중의 하나의 모듈은 시험품으로 평가되고 있는 정보기술기기로서 동작해야 한다. 시스템 시
험품의 경우, 시스템 구성에 포함될 수 있는 각 유형의 정보기술기기의 하나도 시험품에 포함해야 
한다.

넓은 범위(예를 들어 데이터 처리 단말기나 워크스테이션, 사설 분기 통신 교환기 등)에 걸쳐 분포된 
시스템의 일부를 형성하고 자체적으로 하위 시스템일 수도 있는 기기는 그 호스트 유닛이나 시스템
과 관계없이 시험될 수 있다.   LAN과 같은 분배 회로망은 적당한 길이의 케이블과 실제 주변 장치
를 가지거나, 측정 레벨에 영향을 미치지 않는다고 확신되는 위치에 있는 회로망 통신 모의 장치를 
가지고 시험장에서 모의 실험을 할 수 있다.

어느 한 각 유형의 모듈 또는 정보기술기기를 갖는 시험품의 측정 결과는 하나 이상의 이들 모듈과 
정보기술기기로 구성된 배치에 적용될 수 있다. 이는 실제로 동일 모듈에서 발생되는 방해와 조합된 
정보기술기기에서 발생되는 방해가 일반적으로 누적되지 않기 때문이다.

전력 접속을 위한 호스트에 종속된 어떤 정보기술기기를 포함하여 다른 정보기술기기와 상호 작용을 
하는 시험품을 시험할 경우에는 시뮬레이터의 영향이 분리되었거나 동일하다면 실제 접속용 정보기
술기기 또는 모의 장치는 대표적인 동작 상태로 사용될 수 있다. 하나의 정보기술기기가 다른 정보
기술기기의 호스트 유닛이 되도록 설계되었다면, 그 정보기술기기는 호스트 유닛이 정상적 조건에서 
동작할 수 있도록 접속되어야 한다.

실제의 연결용 정보기술기기를 대신하여 사용되는 모의 장치는 연결용 정보기술기기의 RF 신호와 임
피던스 같은 전기적, 그리고 어느 경우에서는 기계적 특성을 적절히 나타내는 것이 중요하다. 이렇게 
하면 개개의 정보기술기기에 대한 측정 결과가 다른 업체에서 만들어진 정보기술기기의 통합으로 된 
시스템에도 유효하게 된다.

여러 종류의 호스트 유닛의 성능 향상을 위해 따로 판매되는 프린트 배선 보드 조립품(PWBA)의 경
우, PWBA(예를 들어 ISDN 인터페이스, CPU, 어댑터 카드 등)는 설치하려는 전체 호스트 집합체와 
PWBA가 일치함을 보증하기 위해 제조자가 선택한 PWBA의 대표적 호스트 유닛 중 적어도 하나에 
대하여 시험을 시행해야 한다.

호스트 유닛은 적합성을 갖는 대표적인 표본 제품이어야 한다.

B급으로 사용될 PWBA는 A급 호스트 유닛에서 시험되어서는 안 된다.

PWBA에 수반되는 문서는 호스트 유닛 내의 PWBA가 시험되고 확인되었는지에 대한 정보와 호스트 
유닛 내의 PWBA가 A급 또는 B급 기기와 일치하는지를 확인할 수 있는 정보를 포함해야 한다.

8.2.1 최대 방출 배치의 결정  

대표적인 동작 모드와 케이블의 위치가 대표적인 시스템 배치 구조로 설치된 상태로 동작되는 동안 
시험품이 초기 시험에서 허용 기준에 비교하여 가장 높은 방해 레벨을 갖는 주파수인지를 확인해야 
한다. 한계값에 대해 가장 높은 값의 방해가 발생하는 주파수는 최대 방해를 일으킬 만한 주파수를 
찾고 그와 관련된 케이블 시험품의 배치와 동작 모드를 확인될 수 있는 확신을 줄 수 있도록 여러 
중요한 주파수에 대해 방해를 측정하여 찾는다.

초기 시험에 대해서는 그림 4∼13에 따라서 시험품을 설치해야 한다. 시험품과 주변 기기 사이의 거
리는 그림과 같이 정해진다.

최종 측정은 전도성 방해와 복사성 방해 측정에 대해 각각 9., 10.과 같이 수행되어야 한다.

8.3 시험품의 배치  

접지면과 관계된 시험품의 위치는 사용할 때의 위치와 같아야 한다. 즉, 바닥 거치용 장치는 접지면 
위에 배치하고 절연시키며, 탁상용 장치는 비전도성 테이블 위에 배치한다. 

벽에 설치하도록 설계된 장치는 탁상용 시험품으로서 시험해야 한다. 그런 장치의 방향은 정상적 설
치 방향과 일치해야 한다.

상기한 장치 종류들의 조합은 정상적 설치방식과 일치하게 배치해야 한다. 탁상용 겸 바닥 거치용으
로 설계된 장치는 일반적 설치 형태가 바닥 거치형이 아닌 한, 탁상용 장치로서 시험해야 하고 탁상
용 장치 배치를 사용해야 한다. 
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다른 유닛, ISN 또는 보조 기기에 연결되지 않은 시험품에 부착된 신호 케이블의 끝은 필요하다면 
정확한 종단 임피던스를 사용해 종단해야 한다. 

시험 구역 밖에 위치한 보조 기기에 연결된 통신 케이블이나 기타 연결은 바닥에 시험장소를 벗어나
는 지점에서부터 바닥에 늘어지게 놓아야 한다. 

보조 기기는 정상적 설치 방식에 따라 설치해야 한다. 이것이 보조 기기는 시험장소에 위치해야 한
다는 것을 의미하는 경우, 보조 기기는 시험품에 적용되는 동일한 조건을 사용해 배치해야 한다 (예
컨대, 바닥 거치형인 경우 접지면과 절연으로부터의 거리, 케이블 배치 등).  

비고 특정 접지면 요구사항은 9.4에서 전도성 방해 측정, 10.4.4에서 복사성 방해 측정, 9.5와 
10.5에서 특정 시험 배치와 관련 있는 부분에 제시되어 있다.

그림 4부터 그림 13은 시험 배치의 예시로서, 가이드일 뿐이다. 본문에 명시된 요구사항들이 우선한
다.

8.3.1 탁상용 장치의 배치

8.3의 일반 조건을 적용한다.

탁상용 장치는 비전도성 테이블에 위치시켜야 한다. 테이블의 크기는 정상적으로 1.5 mx1.0 m 이
지만 궁극적으로 시험품의 가로방향 치수에 따라 달리할 수 있다.

시험 중인 시스템을 이루는 장치의 모든 유닛 (시험품은 물론 연결된 주변장치와 보조 기기/기기를 
포함)은 인접한 유닛과의 공칭 이격거리가 0.1m가 되도록 배치해야 한다 (그림 4 참고). 적층하는 
것이 정상인 유닛들은 서로의 바로 위에 올려 놓아야 하며 (예: 모니터와 데스크탑 PC), 배치의 후
미에 위치시켜야 한다 (그림 4에서 주변장치 위치 1 또는 2). 

이상적으로, 배치의 후미는 보조 탁상용 유닛의 뒷쪽과 동일 선상이어야 한다. 단, 그렇게 하기가 불
가능하거나 일반적인 사용 형태가 아닌 경우는 예외이다. 동일 높이로 하기 위해서는 테이블을 연장
해야 할 수도 있다. 테이블 연장이 불가능하다면, 그림 4와 같이 추가 유닛들을 테이블의 옆쪽에 배
치할 수도 있다. 유닛이 두 개 이상인 경우에는 유닛간 이격거리가 0.1 m가 되도록 현실적으로 최
대한 가까이 배치해야 한다. 단, 그 유닛들이 서로 더 가까이 위치하는 것이 정상인 경우는 예외이
다. 

유닛 내 케이블은 테이블 뒤로 늘어뜨려야 한다. 케이블이 수평 접지면 (또는 바닥)으로부터 0.4 m 
이내로 늘어지는 경우에는 케이블 다발이 수평 접지 기준면에서 최소 0.4 m 위에 있도록 케이블을 
접어 길이 0.4 m 이내의 다발로 만들어야 한다. 

키보드, 마우스, 마이크 등과 같은 기기들의 케이블은 정상적으로 사용할 때와 같이 배치해야 한다.

외부 전원유닛의 배치는 아래와 같아야 한다.

a) 외부 전원유닛의 주전원 입력케이블이 0.8 m보다 길다면, 그 외부 전원유닛은 호스트 유닛과
의 공칭 이격거리를 0.1 m로 하여 탁상에 배치해야 한다. b) 외부 전원유닛에 0.8 m 보다 짧은 전원 입력케이블이 달려 있다면, 그 외부 전원유닛은 전원
케이블이 접지면으로부터 세로로 완전히 펴질 높이에 배치해야 한다. c) 주전원 플러그에 결합되어 있는 외부 전원유닛은 탁상에 배치해야 한다. 외부 전원유닛과 전
원 사이에 연장 케이블을 사용해야 한다. 연장 케이블은 외부 전원유닛과 전원 간의 직선경로
를 사용해 연결해야 한다.

위 배치에서 시험품과 전원 부속품 간의 케이블은 시험품의 구성품을 연결하는 다른 케이블과 동일
한 방식으로 탁상에 배치해야 한다.

8.3.2 바닥 거치형 장치의 배치

8.3의 일반 조건을 적용한다.

시험품은 접지 기준면 위에 정상적으로 사용할 때의 방향으로 배치하되, 접지 기준면에 접하는 금속
부로부터 최고 15 cm의 절연거리를 두고 배치해야 한다.

케이블은 수평 접지 기준면으로부터 (최고 15 cm) 절연시켜야 한다. 장치가 지정된 접지연결을 필요
로 한다면 지정 접지연결은 수평 접지면에 설치하고 접지해야 한다.

유닛간 케이블 (시험품을 이루는 유닛들 간 케이블 또는 시험품과 보조 기기 간 케이블)은 수평 접지 
기준면까지 늘어뜨려야 하고, 절연 상태로 유지해야 한다. 여분의 케이블은 접어서 길이 0.4 m 이내
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의 다발로 만들거나 꾸불꾸불하게 배치해야 한다. 

유닛 내 케이블의 길이가 수평 접지 기준면에 닿을 만큼 길지 않고 0.4 m 이내로 늘어진다면, 여분
의 케이블은 접어서 길이 0.4 m 이내의 다발로 만들어야 한다. 이렇게 묶은 다발은 수평 접지 기준
면으로부터 0.4 m 높이에 위치하거나, 수평 접지 기준면으로부터 0.4 m 이내에 있는 케이블 입구 
또는 연결점의 높이에 위치해야 한다 (그림 8과 그림 11 참고).

수직 케이블 라이저(vertical cable riser)가 있는 장치의 경우, 라이저의 개수는 절연에 전형적인 개
수여야 한다. 라이저가 비전도성 물질로 만들어졌다면 장치의 가장 가까운 부품과 가장 인접한 수직 
케이블 사이에 최소 0.2 m의 최소 간격을 유지해야 한다. 

8.3.3 탁상용 장치와 바닥 거치형 장치의 복합 배치

8.3.1 및 8.3.2와 더불어 아래 추가 요구사항을 적용한다.

탁상용 유닛과 바닥 거치용 유닛 사이의 유닛간 케이블은 여분의 케이블을 접어서 0.4 m 이내의 다
발로 만들어야 한다. 이 다발은 수평 접지 기준면으로부터 0.4 m 높이에 또는 수평 접지 기준면의 
0.4 m 이내에 있는 케이블 입구 또는 연결점의 높이에 위치해야 한다 (그림 9 참고). 

8.4 시험품의 작동

시험품의 작동 조건은 제조자가 예상 최고 방출 수준에 관련하여 시험품의 전형적인 사용에 따라 정
해야 한다. 결정된 작동모드와 작동조건의 근거를 시험보고서에 적시해야 한다. 부속서 G에는 일부 
정보통신기기 종류에 제안된 작동모드가 제시되어 있다.

시험품은 설계 시 요구되는 정격(공칭) 동작 전압과 대표적인 부하 조건(기계적 또는 전기적)에서 동
작해야 한다. 가능하면 실제 부하가 사용되어야 한다. 모의 장치가 사용될 경우, 모의 장치는 그의 
RF 주파수와 기능 특성상 실제 부하를 나타내야 한다.

시험 프로그램이나 기기를 운행하는 그 밖의 방법은 시스템의 여러 부분이 모든 시스템의 방해를 감
지하도록 시험 운행된다는 사실을 보증할 수 있어야 한다. 예를 들어, 컴퓨터 시스템에서 테이프와 
디스크 드라이브는 읽기－쓰기－지우기 순으로 처리되어야 하며, 상당량의 메모리가 이용되어야 한
다. 기계적 동작이 수행되어야 하며 화상 디스플레이 기기는 G.1과 같이 작동해야 한다.

8.4.1 다기능 장치의 작동

동시에 이 표준이나 다른 표준의 다른 조항들이 적용되는 다기능 장치는 장치의 내부를 개조하지 않
고도 각 기능을 따로 작동시키는 것이 가능하다면 따로 작동시켜서 시험해야 한다. 그러므로 시험된 
장치는 각 기능이 관련 조항/표준의 요구사항을 충족한 경우에는 모든 조항/표준의 요구사항에 부합
한 것으로 간주해야 한다. 예를 들어, 방송수신 기능이 있는 개인용 컴퓨터는 정상적 작동상태에서 
각 기능을 따로 작동시킬 수 있다면 방송수신 기능을 끄고서 KS C CISPR 22에 따라 시험한 다음, 
방송수신 기능만 켜고서 KS C CISPR 13에 따라 시험해야 한다. 

장치의 각 기능을 따로 작동시켜서 시험하는 것이 비현실적인 경우, 또는 특정 기능을 분리하면 장
치가 주 기능을 수행할 수 없게 되는 경우, 또는 몇 가지 기능을 동시에 작동시키면 측정시간이 절
약되는 경우, 그 장치는 필수 기능을 작동시킨 상태에서 관련 조항/표준의 조항들을 충족한다면 적
합한 것으로 간주해야 한다. 예를 들어, 방송수신 기능이 있는 개인용 컴퓨터가 방송수신 기능을 연
산 기능과 분리해서 작동시킬 수 없다면 그 개인용 컴퓨터는 연산 기능과 방송수신 기능이 켜진 상
태에서 KS C CISPR 22와 KS C CISPR 13에 따라 그 요구사항들에 관련하여 시험해야 한다. 

표준의 특정 단자 또는 주파수의 제외를 허용하는 경우, 그 허용은 다기능 장치의 관련 기능들을 다
른 표준에 비추어 시험할 때 할 수 있다 (예: 방송수신 기능이 있는 장치를 KS C CISPR 22에 따라 
측정할 때 로컬 발진기의 기본 주파수와 고조파 주파수를 제외하기). KS C CISPR 22에 따라 측정
할 때 특별 종단이 필요할 수도 있는 것과 같은 방식으로, 방송수신기의 안테나 단자는 단자의 공칭 
임피던스값과 동일한 비유도 레지스터로 종단해야 한다.

비고 로컬 발진기가 야기한 방해는 동조된 수신 주파수/채널을 변경하면 다른 발생원이 야기한 방해
와 구분할 수 있다.

상기 규정에 상관없이

― 시험품이 KS C CISPR 22의 관련 한계값에 부합한다면, KS C CISPR 13에 따른 전원 단자에서
의 방해 전압 측정을 제외할 수 있다.

― 시험품이 KS C CISPR 22의 복사성 방해 한계값에 부합한다면, KS C CISPR 13에 따른 방해 전
력 측정을 제외할 수 있다.

― 시험품의 모든 복사성 방해가 KS C CISPR 22의 관련 한계값에 부합한다면, KS C CISPR 13에 
따른 복사성 방해 측정을 제외할 수 있다.
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9 전원 단자와 통신 포트에서의 전도성 방해의 측정 방법  

9.1 측정 검파기

측정은 9.1에 설명된 준첨두값 검파 및 평균값 검파 수신기를 사용하여 수행해야 한다. 두 검파기는 
단일 수신기에 결합될 수 있으며 측정은 준첨두값 검파기와 평균값 검파기 중 하나를 선택하여 수행
할 수 있다.

비고 전도성 방해의 측정은 차폐된 시험실에서 수행하는 것을 권고한다.

시험 시간을 줄이기 위해 준첨두값 또는 평균값 검파기 대신에 첨두값 검파기를 사용할 수 한다. 논
란이 되는 경우에는 준첨두값 검파기를 이용한 측정이 준첨두값 허용 기준을 측정할 때 우선권을 갖
는다. 평균 첨두값 검파기 측정은 평균 허용 기준을 측정할 때 우선권을 갖는다(부속서 B 참조).

9.2 측정 수신기

준첨두값 검파기를 가진 수신기는 KS C CISPR 16-1-1의 4.를 따라야 한다. 평균값 검파기를 가진 
수신기는 KS C CISPR 16-1-1의 6.을 따라야 하고, KS C CISPR 16-1-1의 4.를 따라 6 dB 대역
폭을 가져야 한다. 첨두값 검파기를 갖는 수신기는 KS C CISPR 16-1-1의 5.를 따라야 하고, KS C 
CISPR 16-1-1의 4.를 따라 6 dB 대역폭을 가져야 한다.

9.3 의사 전원 회로망 (AMN)

AMN은 단자 전압 측정점이 전력 급전부에서 설정된 고주파 임피던스를 나타내야 하며 또한 시험 중
인 회로를 전력 선로에 나타나는 주변 노이즈로부터 분리시켜야 한다.

KS C CISPR 16-1-2의 4.3에 정의된 공칭 임피던스 (50 Ω/50 μH 또는 50 Ω/50 μH+5 Ω)를 가지
는 회로망을 사용해야 한다.

전도성 방해는 위상선(phase lead)과 기준 접지 사이 그리고 중성선(neutral lead)과 기준 접지 사이
에서 측정해야 한다. 두 측정값은 해당 한계값 내에 있어야 한다.

지역 방송 서비스 지역에서 야기되는 주변의 전도성 노이즈로 인해 특정 주파수에서의 측정이 불가
능할 수 있다. 적당한 RF 필터를 AMN과 전원 공급부 사이에 추가로 삽입할 수 있다. 또는 측정을 
차폐실에서 수행할 수도 있다. 추가된 RF 필터를 형성하는 부품은 측정 시스템의 기준 접지에 바로 
접속된 금속 차폐물로 둘러싸야 한다. 부가적 RF 필터를 연결한 상태에서 측정 주파수에서 AMN의 
임피던스에 대한 요구 사항을 충족해야 한다.

9.4 접지 기준면  

수직 또는 수평 접지 기준면은 시험 배치의 돌출부보다 최소 0.5 m 커야 하지만, 최소 크기는 2 
mx2 m 여야 한다. 

AMN의 기준 접지점과 임피던스 안정화 회로망(ISN)은 접지 기준면에 가능한 한 짧은 도체로 연결해
야 한다.

9.5 시험품 배치

9.5.1 일반

측정 중인 유닛의 메인 케이블은 같은 AMN에 연결해야 한다. 시험품이 시스템인 경우 (시스템은 한 
개 또는 그 이상의 호스트 유닛을 가진 정보통신기기의 집합체로서, 각 항목마다 전원케이블이 있
다), AMN 연결점은 아래 규칙으로 결정한다.

a) 표준 설계의 전원 공급 플러그(예를 들어 IEC 60083)에서 종단되는 각각의 전원 코드는 개별적으
로 시험해야 한다.

b) 제조자가 호스트 유닛을 통해 접속하라고 명시하지 않은 전원 코드나 단자는 개별적으로 시험해
야 한다.

c) 제조자가 호스트 유닛이나 다른 전기공급 장치를 통해 접속하라고 명시한 전원 코드나 필드 배선 
단자는 그 호스트 유닛이나 다른 전기공급 장치에 접속시켜야 한다. 그러한 호스트 유닛이나 다
른 전기공급 장치의 단자 또는 코드는 AMN 접속용으로 고려되고 시험되는 것들이다.

d) 특별한 접속이 규정된 경우, 그러한 접속을 하기 위해 필요한 하드웨어는 이 시험을 위해 제조자
가 공급해야 한다.

AMN은 시험 중인 유닛의 경계로부터 0.8 m 거리에 위치해야 하고, 접지 기준면 위에 설치되는 
AMN을 위한 접지 기준면에 접지해야 한다. 이 거리는 AMN의 가장 가까운 지점과 시험품 간 거리이
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다. 시험품의 다른 모든 유닛과 보조 기기는 AMN으로부터 최소 0.8 m 떨어져야 한다. 

선택적으로, 접지면 밑에 설치된 AMN의 경우, 전원 코드는 AMN에 직접 접속하거나, 접지면에 설치
되고 AMN에 접속된 연장 콘센트에 접속할 수 있다. 접지면 아래의 AMN에 직접 접속된 전원코드의 
경우, 시험품의 가장 가까운 지점과 AMN 위 접지 기준면 간의 이격거리는 0.8 m이다. AMN에 부착
된 연장 콘센트를 사용할 때 연장 콘센트는 AMN의 임피던스 요구사항을 충족해야 하고, 0.8 m 이
격거리는 시험품의 가장 가까운 지점과 시험품 전원코드가 연장 콘센트에 접속된 지점 간의 거리여
야 한다. 

제조자가 공급한 전원코드의 길이가 1 m보다 긴 경우, 여분을 0.4 m 이내의 다발이 되게 접어서 
코드 길이를 1 m로 만들어야 한다. 시험품 배치의 물리적 한계 때문에 전원코드 길이를 1 m가 되
게 할 수 없다면, 가능한 한 1 m에 가까워야 한다. 제조자가 전원코드를 명시하지 않거나 공급하지 
않은 경우, 1 m 전원코드로 시험품과 AMN을 연결해야 한다.

시험 중인 장치의 다른 모든 유닛의 전원코드는 측정 중인 유닛을 위한 AMN과 동일한 방식으로 접
지 기준면에 접지된 2차 AMN에 접속해야 한다. 단일 AMN의 정격을 초과하지 않는다면 멀티탭을 
사용해 여러 전원코드를 단일 AMN에 접속할 수 있다. 다르게는, 부가적 AMN을 사용할 수 있다. 이 
경우, AMN과 유닛 간 거리는 0.8 m보다 짧지 않아야 한다.

주전원의 전도성 방해를 측정할 때 모드 통신포트와 신호포트는 해당 보조 기기나 대표적 종단을 사
용해 정확히 종단해야 한다. 주전원 단자의 전도성 방해를 측정할 때 ISN을 통신포트에 접속한다면, 
ISN 수신기 단자는 50 Ω에서 종단해야 하고, LCL은 그 단자가 부착된 통신망을 대표해야 한다 (예: 
CAT 5). 

통신포트 측정에 ISN을 사용한다면, ISN은 시험품으로부터 공칭 0.8 m 이격해야 하고, 접지 기준면
에 접지해야 한다. 시험 중인 장치의 그 밖의 유닛들은 ISN으로부터 최소한 0.8 m 이격해야 한다.

안전을 위해 필요한 경우, 접지 연결은 AMN의 기준 접지면에 접속해야 하고, 달리 제조자가 제공 
또는 명시하지 않은 경우 전원코드와 같은 길이여야 하며, 0.1 m 이하의 이격거리로 전원 연결과 
나란해야 한다. 

안전 접지 연결과 동일한 말단 단자(ultimate terminal)에 접속하라고 제조자가 명시 또는 공급하지 
않은 다른 접지 연결 (예: EMC를 위한)도 AMN의 기준접지에 접속해야 한다.

논란이 있는 경우, 시험은 원래 수행된 바와 같이 수행해야 한다. 

9.5.2 탁상용 장치의 배치

8.3.1과 9.5.1의 일반 조건을 적용한다.

시험 배치의 2가지 대체안이 있다. 

1) 시험을 세로 접지 기준면을 사용해 수행한다. 시험품은 수평 접지 기준면으로부터 0.8 m 위에 
있는 비전도성 테이블에 배치해야 한다. 시험품의 후미는 세로 접지 기준면으로부터 0.4 m 떨
어져야 한다. 세로 접지 기준면은 수평 접지 기준면에 접지해야 한다. 그러므로 사용된 AMN과 
ISN은 세로 접지 기준면에 접지하거나 접지 기준면으로 간주되는 다른 금속면에 접지할 수 있
다. 배치의 예를 그림 5 (대체안 1a)와 그림 6 (대체안 1b)에 나타내었다.

2) 시험을 수평 접지 기준면을 사용해 (예컨대 개방구역 시험장(OATS)에서 또는 차폐된 함 안에
서) 수행한다. 시험품은 수평 접지 기준면으로부터 0.4 m 위에 있도록 비전도성 테이블에 배
치해야 한다. 배치의 예를 그림 7에 나타내었다.

두 경우 모두에서 시험품은 시험품이나 보조 기기의 일부가 아닌 금속면 또는 접지면에서 최소한 
0.8 m 떨어져야 한다. 

어떤 시험 배치 대체안을 사용해 측정하였는지를 시험보고서에 기록해야 한다. 

부가적으로:
Ÿ 탁상용을 시험할 때, AMN은 시험품으로부터 0.8 m 떨어져야 한다는 기준을 충족하기 위해 

AMN을 테이블의 측면에 배치해야 할 수도 있다. 
Ÿ 신호 케이블은 접지 기준면과의 공칭 이격거리 0.4 m를 유지하면서 가능한 한 전장이 펴지게 

배치해야 한다 (필요하다면 비전도성 설비를 사용한다). 

부가적으로 대체안 2:
Ÿ 인터페이스 케이블이 테이블 뒤로 늘어질 경우, 케이블 다발이 테이블 위에 있도록 케이블 여

분을 접어 0.4 m 이내의 다발로 만들어야 한다. 
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9.5.3 바닥 거치형 장치의 배치

8.3.2와 9.5.1의 일반 조건을 적용한다.

배치의 예는 그림 8과 그림 12에 나타내었다.

9.5.4 탁상형 장치와 바닥거치형 장치의 복합 배치

탁상용 시험품의 시험 배치는 9.5.2에 따라야 한다.

바닥 거치형 시험품의 시험 배치는 9.5.3에 따라야 한다.

배치의 예는 그림 9과 그림 13에 나타내었다.

9.6 통신 포트에서의 방해 측정

이 시험의 목적은 시험품의 통신 포트에서 발생하는 공통모드 방해를 측정하는 것이다.

희망 신호는 공통모드 방해의 원인이 될 수도 있다. 희망 신호로부터 발생하는 공통모드 방해는 접
속(인터페이스) 기술의 설계 단계에서 부속서 E에 기술되는 인자를 정확하게 고려함으로써 제어될 
수 있다.

9.6.1 적합성 시험 방법

9.6.2에 정의된 종방향 변환 손실(Longitudinal Conversion Loss：LCL)을 갖는 ISN을 사용하여 통신 
포트에서 측정한다. ISN이 정의되어 있지 않을 때는 9.6.3.5에 따른 전류 프로브와 전압 프로브를 
사용해 측정한다. 

제조자는 사용자에게 제공되는 장치 문서에 명시된 케이블 범주를 사용해 시험할 때 장치가 표 3 또
는 4의 한계치를 초과하지 않는다는 것을 입증해야 한다. 

9.6.2 임피던스 안정화 회로망 (ISN)

전원 전압은 9.3에 따라 전원 단자 방해 전압을 측정할 때 사용한 AMN을 통해서 시험품에 공급되어
야 한다.

비차폐 평형쌍의 부착을 위한 통신 포트에서 공통모드(비대칭 모드) 전류 또는 전압 방해의 평가는 
케이블을 통해 ISN에 연결되는 통신 포트를 통해 수행되어야 한다. 따라서, ISN은 방해 측정 동안 
통신 포트에서 보여지는 공통모드 종단 임피던스를 정의해야 한다.   ISN은 시험품의 정상적 동작을 
보장해야 하고, 이 때문에 ISN은 시험품과 시험품을 동작하기 위해 필요한 보조장치/보조 기기(AE) 
또는 부하 사이의 신호 케이블에 삽입해야 한다.

ISN의 구조가 시험 중인 통신 포트의 구조에 의존하기 때문에, 일반적으로 적용 가능한 ISN을 명시
할 수 없다. 차폐되고 불평형된 케이블에 대해 적절한 ISN이 명시될 때까지 그런 케이블을 ISN 대신 
보조 기기 또는 모의 장치에 연결하는 것이 허용된다. 실제 부하에 대한 기록과 측정된 공통모드 임
피던스에 대해 시험 성적서에 기술되어야 한다. 어떤 경우에도 시험품은 적용 가능한 표 3 또는 표 
4의 한계값을 만족해야 한다.

전류 프로브를 사용한 장소에는 케이블의 접속이 끊어지지 않고 측정되도록 전류 프로브를 케이블에 
부착하는 것이 가능해야 한다. 전류 프로브는 공진 없이 균일한 주파수 응답을 가져야 하고, 1차 권
선에서의 동작 전류에 의한 포화 효과에 관계 없이 동작할 수 있어야 한다.

전류 프로브가 사용된다면 전류 프로브는 ISN으로부터 0.1 m 이내 거리의 케이블에 설치해야 한다. 
전류 프로브의 삽입 임피던스는 최대 1 Ω이어야 한다(KS C CISPR 16-1-2의 5.1 참조).

시험품 및 보조기기에 연결하는 데 필요한 어댑터를 포함하는 ISN은 KS C CISPR 16-1-2의 부속서 
E에 따라 교정할 때 다음 특성을 가져야 한다.
a) 주파수 범위 0.15∼30 MHz에서 공통모드 종단 임피던스는 150±20 μ, 위상각 0±20 °이어야 한

다.
b) ISN은 보조기기로부터 또는 시험 중인 통신 포트에 접속된 부하로부터 방해를 충분히 분리해야 

한다. ISN은 측정 수신기 입력단에서 측정된 방해 레벨이 관련 방해 한계값보다 적어도 10 dB 작
도록 보조기기로부터의 공통모드 전류 또는 전압 방해를 감쇄시켜야 한다.

적정 분리는

Ÿ 150 kHz∼1.5 MHz > 35∼55 dB, 주파수의 대수값에 따라 선형적으로 증가한다.
Ÿ 1.5∼30 MHz > 55 dB
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비고 분리는 보조기기에서 발생하여 ISN의 시험품 단자에 나타나는 공통모드 방해를 감결합하는 것
이다.

c) 1) Category 6 (또는 그 이상) 비차폐 평형 케이블(unscreened balanced pair cable) 접속용 단
자에서 측정하기 위한 ISN.

주파수 f (MHz)를 가진 종방향 변환 손실(LCL)의 변동량은 아래 공식으로 정의해야 한다.

(f < 2 MHz 이면 ±3 dB; f가 2 MHz 와 30 MHz 사이이면 -3 dB/+6 dB)

c) 2) Category 5 (또는 그 이상) 비차폐 평형 케이블 접속용 단자에서 측정하기 위한 ISN.
주파수 f (MHz)를 가진 종방향 변환 손실(LCL)의 변동량은 아래 공식으로 정의해야 한다.

(f < 2 MHz 이면 ± 3 dB; f가 2 MHz 와 30 MHz 사이이면 -3 dB/+4.5 dB)

c) 3) Category 3 (또는 그 이상) 비차폐 평형 케이블 접속용 단자에서 측정하기 위한 ISN.
주파수 f (MHz)를 가진 종방향 변환 손실(LCL)의 변동량은 아래 공식으로 정의해야 한다.

비고 1 LCL 대 주파수에 대한 상기 규정은 대표적 환경에서 전형적 비차폐 평형 케이블의 
LCL 근사치이다. Category 3 케이블에 대한 규정 (9.6.2의 C)3)은 전형적인 통신 접
속망의 LCL을 대표하는 것으로 간주한다. 이 규정들은 계속 연구 중이고, 앞으로 수정
될 수 있다.

비고 2 관련 불확도 문제는 현재 논의 중이며, 이 논의의 결론이 나면 참고문헌 CISPR 16-3
이 여기 포함될 것이다.

d) ISN 때문에 생기는 희망 신호 주파수 대역에서의 신호 품질의 감쇠 왜곡 또는 다른 열화는 시험
품의 정상 동작에 중요한 영향을 미치지 않아야 한다.

e) 전압 분배 인자는 아래와 같이 정의한다. 

정의: 전압 측정단자가 있는 ISN의 전압 분배 인자는 다음과 같이 정의한다.

                                전압 분배 인자 =

여기서 Vcm은 ISN에 의해 시험품에 들어간 공통모드 임피던스에서 걸리는 공통모드 전압이고, Vmp는 
그로부터 전압 측정점에서 직접적으로 측정된 수신기 전압이다. 

전압 분배 인자를 전압 측정점에서 직접적으로 측정된 수신기 전압에 더해야 하고, 그 결과를 해당
되는 표 3 또는 표 4의 전압 한계값과 비교해야 한다. 전압 분배 인자의 정확도는 ±1 dB 이어야 한
다.

9.6.3 통신 포트에서의 측정  

시험품은 탁상용 기기의 배치, 바닥 거치형 기기의 배치, 탁상용 기기와 바닥 거치형 기기의 복합 배
치에 대한 그림 4∼9에 따라서 설치해야 한다.

대표적인 고급 LAN 이용 상태에서의 복사 측정의 신뢰도를 높이기 위해서는 10 % 초과된 LAN 이
용 상태 조건을 만들고 최소 250 ms 동안 이 조건을 유지하도록 해야 한다.

dB
V
V

mp

cm ][log20 10
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시험 통화량의 범위는 실제적인 형태의 데이터 전송(예를 들면 랜덤：압축되고 암호된 파일, 주기
적：압축되지 않는 그래픽 파일, 메모리 덤프, 스크린 업데이트, 디스크 이미지)을 모의하기 위해서 
주기적인, 그리고 의사 랜덤 메시지로 구성된다.

LAN이 공전 기간(idle periods)에 전송을 유지한다면, 측정은 공전 기간 동안에도 측정되어야 한다
(E.3, [7] 참조).

9.6.3.1 비차폐 평형쌍에 접속하도록 된 평형 통신 포트에서의 전압 측정  

방해 전압 측정을 수행할 때, 측정 수신기 접속에 적합한 단자를 측정하는 전압을 제공하는 ISN은 
통신 포트 공통모드 종단 임피던스 조건을 만족시키면서 사용되어야 한다.

방해 전압 측정을 단일 비차폐 평형쌍에서 수행할 때, 두 도선을 위해 적절한 ISN이 사용되어야 한
다. 두 평형쌍을 포함하고 있는 비차폐 케이블에 측정을 할 경우에는 4개 도선에 대해 적절한 ISN이 
사용되어야 한다(부속서 D 참조).

C.1.1의 측정 방법을 이용하여야 한다.

4개 이상의 평형쌍을 가진 케이블에 대해서는 9.6.3.5를 참조

9.6.3.2 비차폐 평형쌍에 접속하도록 된 평형 통신 포트에서의 전류 측정 

방해 전류 측정을 단일 평형쌍 또는 두 개의 평형쌍을 포함하고 있는 비차폐 케이블에서 수행할 때, 
케이블은 방해 전압 측정 동안 종단되어야 한다.

C.1.1의 측정 방법을 이용하여야 한다.

4개 이상의 평형쌍을 가진 케이블에 대해서는 9.6.3.5를 참조

9.6.3.3 차폐 케이블 또는 동축 케이블에 접속하도록 된 통신 포트에서의 전압 측정

C.1.1 또는 C.1.2의 측정 방법을 이용하여야 한다.

9.6.3.4 차폐 케이블 또는 동축 케이블에 접속하도록 된 통신 포트에서의 전류 측정  

C.1.1 또는 C.1.2의 측정 방법을 이용하여야 한다.

9.6.3.5 두 개 이상의 평형쌍 또는 비평형쌍 케이블을 포함하고 있는 케이블에 접속하도록 된 통신 
포트에서의 측정  

C.1.3의 측정 방법을 이용하여야 한다. 적절한 케이블을 사용해 시험품을 보조 기기에 연결해야 한
다. 각 관심대상 주파수에서, C.1.3의 요구사항을 충족해야 한다. 시험품을 보조 기기에 연결하는 데 
사용된 케이블의 종류와 케이블의 길이를 시험 보고서에 기록해야 한다. 

측정 절차: 시험품으로부터 보조 기기를 분리하지 않고, 전류 프로브로 공통모드 전류를 측정하고, 
용량성 전압 프로브로 공통모드 전압을 측정한다. 

보조 기기는  
Ÿ 시험 중인 통신 포트에 제조자가 지정한 다심 케이블로 연결된 장치여야 한다. 또는 대체안으

로서
Ÿ 통신 포트 모의 장치여야 한다. 또는
Ÿ 시험 중인 단자의 적절한 작동을 위해 능동 장치가 필요하지 않는 한, 케이블의 보조 기기 끝

에 있는 단자를 수동으로 종단하는 장치여야 한다.  

9.7 측정의 기록  

(L=20 dB)보다 큰 방해 중 (여기에서 L은 대수 단위로 된 한계값), 시험품을 구성하는 각 전원 단자
와 통신 포트의 가장 높은 방해 6개에 대하여 최소한 방해값과 해당 주파수를 기록한다. 전원 단자
에 대해서는 각 방해마다 통전 도체를 기록해야 한다.

그 외에도, 시험 보고서에는 방출 시험을 수행하는 데 사용된 측정기구의 측정 불확도 값과 관련 결
선을 기록해야 한다.
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10 복사성 방해의 측정 방법  

10.1 측정 검파기

측정은 30∼1 000 MHz 주파수 범위에서 준첨두값 측정 수신기를 사용하여 수행해야 한다.

시험 시간을 줄이기 위해 첨두값 측정 수신기를 준첨두값 측정 수신기 대신에 사용할 수 있다. 논쟁
이 있을 경우 준첨두값 측정 수신기가 우선권을 갖는다.

10.2 1 GHz 이하 주파수에서 측정하는 수신기

준첨두값 측정 수신기는 KS C CISPR16-1-1의 4.에 따라야 한다. 첨두값 검파기를 가진 수신기는 
KS C CISPR16-1-1의 5.에 따라야 하고, KS C CISPR16-1-1의 4.에 따른 6 dB 대역폭을 가져야 
한다.

10.3 1 GHz 이하의 안테나  

안테나는 평형 다이폴이어야 한다.   80 MHz 이상의 주파수에서 안테나의 길이는 공진 길이여야 하
고, 80 MHz 미만의 주파수에서 안테나의 길이는 80 MHz 공진 길이와 같은 길이여야 한다. 기타 상
세한 내용은 KS C CISPR16-1-4의 4.에 나와 있다.

비고 다른 안테나를 사용할 수도 있다. 단, 그 결과는 허용 가능한 정확도를 갖는 평형 다이폴 안테
나와 상관 관계가 있어야 한다.

10.3.1 안테나와 시험품 간의 거리  

복사 전기장의 측정은 6.의 규정에 따라 시험품의 경계로부터 수평으로 떨어진 지점에 배치한 안테
나를 가지고 수행해야 한다. 시험품의 경계는 시험품을 둘러싸는 간단한 기하학적 구조를 그린 가상
의 직선 둘레로 정의된다. 모든 정보기술기기 시스템 간 케이블과 접속 정보기술기기는 이 경계 내
에 들어있어야 한다 (그림 2 참조).

비고 높은 주변 노이즈값이나 그 밖의 다른 이유 때문에 10 m 떨어진 곳에서의 전기장 세기 측정
이 불가능하면 B급 시험품의 측정은 더 가까운 거리, 예를 들어 3 m 거리에서 수행할 수 있
다. 측정된 데이터는 20 dB/decade의 반비례 인자를 사용해서 적합성 판정을 위한 규정 거리
의 데이터로 환산해야 할 것이다.  30 MHz 부근의 주파수에서 3 m 거리의 커다란 시험기를 
측정할 때는 근방계 영향을 주의해야 한다.

10.3.2 안테나와 접지 간의 거리  

안테나는 접지면 위 1 m와 4 m 사이의 높이로 조정하여 각 시험 주파수에서 최대 지시값을 찾아야 
한다.

10.3.3 안테나와 시험품 간의 방위각  

측정하는 동안 안테나와 시험품 간의 방위각을 달리하면서 전기장 강도의 최대 지시값을 찾아야 한
다. 측정을 위해 시험품을 회전시킬 수도 있다. 시험품을 회전시키는 것이 불가능하면 시험품은 고정
된 위치에 두고 시험품 주위를 돌며 측정한다.

10.3.4 안테나와 시험품 간의 편파  

측정하는 동안 안테나와 시험품 간의 (수평 및 수직) 편파를 달리하면서 최대 전기장 세기의 지시값
을 찾아야 한다.

10.4 1 GHz 이하의 측정 시험장

10.4.1 일반

시험장은 주파수 범위 30∼1 000 MHz에서, 수평 편파 전기장과 수직 편파 전기장에 대한 시험장 
감쇠량을 측정하여 유효성을 확인해야 한다.

송신 안테나와 수신 안테나 사이의 거리는 시험품의 복사성 방출 시험에 이용된 거리와 같아야 한
다.

10.4.2 시험장 감쇠량 측정  

수평 및 수직 편파에 대한 시험장 감쇠량 측정 결과 값이 이상적 시험장에서의 이론적 시험장 감쇠
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값의 ± 4 dB 내에 있다면 측정 시험장은 만족스럽다고 판단한다(KS C CISPR 16-1-4 참조).

10.4.3 야외 시험장  

시험장은 평평하고, 공중선 및 반사 구조물이 없어야 하며 지정된 거리에 안테나를 위치시키고 또 
안테나와 시험품과 반사 구조물 사이에 적당한 거리를 줄 수 있도록 충분히 커야 한다. 반사 구조물
은 그 구조물을 이루는 물질이 도전성을 갖는 구조물을 말한다. 시험 장소는 10.4.4에서 설명한 수
평 금속 접지면을 가져야 한다. 그러한 두 가지 시험장을 그림 1과 2에 설명하였다.

시험장은 야외 시험장에 대한 KS C CISPR 16-1-4의 시험장 감쇠량 요건을 만족해야 한다.

10.4.4 전도성 접지면  

전도성 접지면은 시험품과 가장 큰 측정 안테나 주변으로부터 최소 1 m 이상 커야 하고, 시험품과 
안테나 사이의 전 영역을 포함해야 한다. 접지면은 측정하는 최대 주파수의 1/10 파장보다 큰 구멍
이나 틈을 가져서는 안 된다. 시험장 감쇠 요건이 만족되지 않으면 더 큰 크기의 접지면이 필요할 
수 있다.

10.4.5 대체 시험장  

10.4.3과 10.4.4에 설명된 물리적 특성을 갖지 않는 다른 시험 장소에서 시험을 수행할 수 있다. 그
러한 대체 시험장이 유효한 결과를 낼 것이라는 증거를 확보해야 한다. 그러한 대체 시험장은 부속
서 A에 설명된 시험장 감쇠 측정이 10.4.2의 시험장 감쇠 요건과 합치된다면 방해 시험을 수행하는
데 적절하다.

대체 시험장의 한 예로 흡수체가 내장된 차폐 시험실이 있다.

비고 부속서 A는 KS C CISPR 16-1-4에 명시되면 해당 절차로 대체될 것이다.

10.5 1 GHz 이하에서 시험품 배치 

10.5.1 일반

전원 코드는 접지 기준면까지 늘어진 다음에 전원 콘센트로 이어져야 한다. 

전원 콘센트는 접지 기준면에 접지되어야 하고, 접지 기준면 위로 돌출되지 않아야 한다. AMN이 사
용된다면 AMN은 접지 기준면 밑에 설치되어야 한다.

10.5.2 탁상용 장치의 배치

8.3.1과 10.5.1의 일반 조건을 적용한다.

시험품은 시험장의 수평 접지 기준면으로부터 0.8 m 위에 있는 비전도성 테이블에 배치해야 한다 
(10.4.4 참고).

배치의 예를 그림 10에 나타내었다.

10.5.3 바닥 거치형 장치의 배치

8.3.2와 10.5.1의 일반 조건을 적용한다.

시험 배치의 예시는 그림 11과 12에 나타내었다.

10.5.4 탁상용 기기와 바닥 거치형 기기의 복합 배치

8.3.2와 10.5.1의 일반 조건을 적용한다.

시험품은 시험장의 수평 접지 기준면으로부터 0.8 m 위에 있는 비전도성 테이블에 배치해야 한다.

배치의 예시는 그림 10에 나타내었다.

10.6 1 GHz 이상에서 복사성 방출 측정

측정 장비는 KS C CISPR 16-1-1에 명시된 바와 같아야 한다.

측정 안테나는 KS C CISPR 16-1-4의 4.6에 명시된 바와 같아야 한다.
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측정 시험장은 KS C CISPR 16-1-4의 8.에 명시된 바와 같아야 한다.

측정방법은 CISPR 16-2-3의 7.3에 명시된 바와 같아야 한다.

고전압 분해 현상인 아크 또는 스파크가 일으킨 방해에는 첨두값 검파기 한계를 적용하지 않아야 한
다. 그런 방해는 정보기술기기가 유도기의 전류를 제어하는 기계 스위치를 내장하거나 제어하는 경
우, 또는 정보기술기기가 정전기를 일으키는 하위시스템 (예: 종이 취급 장치)을 포함하거나 제어하
는 경우에 일어난다. 아크 또는 스파크로 인한 방해에는 평균 한계값을 적용하고, 그런 정보기술기기
로 인한 기타 방해에는 첨두 한계값과 평균 한계값 둘 다 적용한다.

10.7 측정의 기록  

(L − 20 dB)보다 큰 방해 중 (여기에서 L은 대수 단위로 된 한계값), 가장 높은 방해 6개에 대하여 
최소한 방해값과 해당 주파수를 기록해야 한다. 기록된 각 방해의 안테나의 편파를 기록한다.

그 외에도, 시험 보고서에는 방출 시험을 수행하는 데 사용된 측정장치의 측정 불확도 값과 관련 결
선을 기록해야 한다. 11.을 참조.

10.8 높은 주변 신호가 존재할 때의 측정 

일반적으로 주변 신호는 한계값을 초과하면 안 된다. 그러나 측정점에서 시험품으로부터의 복사성 
방출은 지역 방송 서비스, 다른 인공 장치 및 자연 방해원에 의해 발생된 주변 노이즈 장으로 인해 
일부 주파수에서는 측정이 불가능할 수 있다.

지정된 거리에서 주변 신호 전기장 강도가 높으면(8. 참조) 아래 방법을 사용해 시험품의 적합성을 
판정할 수 있다.

a) 다음 관계식을 적용하여 인접한 거리에서 측정하고, 인접한 거리 d2에 해당하는 허용 기준 L2

를 정한다.

L2 = L1(d1/d2)

여기에서
 

L1： 거리 d1에서 미터 당 마이크로볼트( μV/m)로 규정된 한계값

거리 d2에 대한 새로운 한계값으로 L2를 사용하여 8.에 규정된 주위 환경과 적합성 시험 조건을 결정
한다.

b) 8.의 주변 노이즈값을 초과하는 (한계값보다 낮은 6 dB보다 측정치가 높은) 주파수 대역에서
는, 시험품의 방해값을 인접한 방해값으로부터 보간할 수 있다. 보간된 값은 주변 노이즈에 인
접한 방해값의 연속 함수를 나타내는 곡선 상에 있어야 한다.

c) KS C CISPR 11의 부속서 C에 설명된 방법을 사용하는 것도 가능하다.

10.9 사용자가 설치한 기기의 시험  

어떤 경우에는 A급 정보기술기기의 측정을 사용자가 설치한 장소에서 시행할 필요가 있다. 이러한 
측정은 가급적이면 사용자의 구내에서 이루어지는 것이 바람직하다. 그러한 경계가 시험품으로부터 
10 m 이내에 있으면, 측정은 시험품으로부터 10 m 떨어진 지점에서 이루어져야 한다.

설치한 장소의 특성은 측정에 영향을 미치므로 이러한 형태의 적합성 확인 시험은 설치 장소에 따라 
특색을 갖는다. 설치한 장소의 적합성 상태를 무효화하지 않고 형식 시험을 거친 적합한 정보기술기
기를 설치된 시스템에 추가할 수 있다.

이러한 측정 방법은 물리적으로 매우 커다란 정보기술기기 (예를 들어 통신 센터 장치)의 적합성 검
증에는 적용 가능하지 않을 수도 있다. 그러한 장치에 대한 측정 방법 및 한계값은 심의 중에 있다.

11 측정 불확도

정보기술기기로부터의 방출에 대한 측정 결과는 KS C CISPR 16-4-2에 있는 측정장치 불확도 고려
사항을 참조해야 한다. 

이 표준에 제시된 한계값에 대한 적합성 판정은 측정 계기의 불확도를 감안하지 않고 적합성 측정 
결과에 기초해야 한다. 그러나 측정장치의 측정 불확도와 측정 사슬 내 여러 장치들 간의 관련 결선
을 계산해야 하고, 측정 결과와 계산된 불확도를 시험 보고서에 기록해야 한다.

현장 측정의 경우, 현장 자체로 인한 불확도의 기여도는 불확도 계산에서 배제한다. 
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표 9 ― 그림에 사용된 약자

반사체가 없는 접지면 위의 크기

비고 10.4에 설명된 시험장의 특성.   R 값에 대해서는 6. 참조

그림 1 ― 시험장
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이 그림의 선으로 지면을 정의하고 공간 또는 시험 중인 장치의 가장 높은 지점으로부터 
3m 이상 위에 있는 수평면으로 높이를 정의한 체적 안에는 반사체가 없어야 한다.

비고 대체 시험장의 적용성에 대해서는 10.4.3을 참조한다. 또한, 주변장치 조정법은 10.3.1에 설명
되어 있다.

그림 2 ― 최소 대체 측정장

D = d + 2 m, 여기에서 d 는 최대 시험 유닛 크기
W = a + 2 m, 여기에서 a 는 최대 안테나 크기
L = 3 m 또는 10 m

그림 3 ― 금속 접지면의 최소 크기
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비고 1 전도성 방출을 측정하는 경우, 전원은 AMN을 통해 제공한다.
비고 2 명료함을 위해 케이블은 그림에 표시하지 않았다 (표시된 경우는 예외).

그림 4 ― 탁상용 기기의 시험 배치 예시
(전도성 방출과 복사성 방출) (평면도)
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그림 5 ― 탁상용 기기의 시험 배치 예시 
(전도성 방출 측정 – 대체안 1a)

그림 6 ― 탁상용 기기의 시험배치 예시 
(전도성 방출 측정 – 대체안 1b)
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그림 7 ― 탁상용 기기의 시험배치 예시 
(전도성 방출 측정 – 대체안 2)
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그림 8 ― 바닥 거치형 기기의 시험 배치 예시
(전도성 방출 측정)
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그림 9 ― 탁상용 기기와 바닥 거치형 기기의 복합 배치 예시
(전도성 방출 측정)

그림 10 ― 탁상용 기기의 시험 배치 예시 
(복사성 방출 측정)
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그림 11 ― 바닥 거치형 기기의 시험 배치 예시
(복사성 방출 측정)
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그림 12 ― 수직 라이저와 오버헤드 케이블이 있는 바닥 거치형 기기의 시험 배치 예시 
(복사성 방출과 전도성 방출 측정)
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그림 13 ― 탁상용 기기와 바닥 거치형 기기의 복합 배치 예시
(복사성 방출 측정)
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부속서 A
(규정)

대체 시험장의 시험장 감쇠량 측정

A.1 시험장 감쇠량 측정법  

그림 A.1과 같이 송신 안테나는 수평 및 수직 편파의 공간 내에서 이동시켜야 한다 (A.2의 참고문헌 
[2] 참조). 권장 최소 공간의 가로 위치는 1 m×1.5 m 크기의 시험 테이블이 회전할 때의 테이블 
표면으로 정의하고, 세로 위치는 그림 A.2와 같이 1.5 m 이하의 바닥 거치용 기기와 탁상용 기기의 
전형적 시험품 높이로 정의한다. 일부 시험장은 측정할 전형적인 장치의 크기에 따라 권장 최소 공
간보다 큰 공간이 필요할 수 있다.

이러한 측정을 위해서는 광대역 안테나를 사용해야 하며, 측정 거리는 안테나 중심 사이의 거리로 
결정해야 한다. 송신 안테나와 수신 안테나는 안테나 소자들이 측정 축과 직교 방향이 되어 언제나 
평행하도록 정렬해야 된다.

A.1.1 수직 편파  

수직 편파에서 송신 안테나의 높이는 바닥에서 안테나 중심까지 1 m 이어야 한다 (안테나의 끝과 접
지면 사이는 최소한 25 cm를 유지해야 한다.).

다음 조건 중 하나에서는 송신 안테나 높이 1.5 m에서도 측정해야 한다.

a) 예상되는 시험품 높이가 1.5 m보다 높고, 2 m보다 낮은 경우 
b) 송신 안테나의 끝이 1 m 높이에 있는 시험품의 예상 높이(윗면)의 90 % 이내에 이르지 않는 경

우
송신 안테나는 수직 편파 방향으로 적절한 높이에서 아래 4가지 위치에 배치해야 한다.

1) 회전대의 정확한 중심 (비고 1 참조)
2) 수신 안테나 쪽으로 회전대 중심에서 전방 0.75 m 되는 지점 (회전대 중심과 수신 안테나 사이에 

그린 측정축 상에 위치)
3) 수신 안테나 반대쪽으로 회전대 중심에서 후방 0.75 m 되는 지점. 다만 이 위치가 가장 가까운 

수직 유전체 인터페이스로부터 1 m 이상 떨어지는 경우는 제외한다 (비고 2. 참조).
4) 회전대 중심에서 양쪽으로 각각 0.75 m 되는 두 지점 (회전대 중심을 지나며 회전대 중심과 수

신 안테나를 잇는 선에 수직하게 그은 선 상에 위치)

정규화 시험장 감쇠량(NSA) 수직 편파 측정은 표 A.1을 이용하여 송신 안테나 및 수신 안테나를 일
정하게 띄어 놓고 수행해야 한다. 수신 안테나는 적당한 거리를 유지하면서 회전대 중심 방향으로 
회전대에서 가장 가까운 위치로 이동시켜야 한다.

시험품의 최대 높이를 1.5 m라고 가정하면, 수직 편파 방향으로 최소 4회의 측정이 필요하다 (수평
면 상에서 동일 높이의 4곳) [그림 A.2 a) 참조].

A.1.2 수평 편파  

NSA 수평 편파 측정의 경우, 송신 안테나의 두 가지 높이를 연구해야 한다. 낮은 안테나의 높이는 
안테나의 중심까지의 거리가 1 m이어야 하고, 높은 안테나의 높이는 안테나의 중심까지의 거리가 2 
m이어야 한다 (표 A.1 참조). 두 안테나 높이에서 다음 위치를 측정해야 한다.

1) 회전대의 중심
2) 수신 안테나 쪽으로 회전대 중심의 전방 0.75 m 되는 지점
3) 수신 안테나 반대쪽으로 회전대 중심의 후방 0.75 m 되는 지점. 다만 이 위치가 가장 가까운 수

직 유전체 인터페이스로부터 1 m 이상 떨어지게 되는 경우는 제외한다 (비고 2 참조).
4) 안테나의 끝이 회전대의 중심으로부터 반지름 0.75 m인 원과 접하는 회전대 중심의 양쪽 두 지

점. 안테나를 회전대의 중심에 놓을 때 안테나의 끝이 전체 공간 폭의 최소 90 %에 닿는다면 이
러한 두 지점은 필요하지 않다. 안테나가 커서 이 두 지점에서 안테나 소자가 회전대 중심점과 
겹친다면 회전대의 정확한 중심(지점 1)을 측정할 필요는 없다.

안테나 높이는 약 2 m 정도의 최대 제품 높이와 대표적 광대역 안테나의 사용에 근거한다.   2 m 보
다 높은 시험품 또는 1 m×1.5 m의 회전 테이블이 회전 시 점유하는 영역보다 더 큰 영역을 점유하
는 시험품을 시험할 때는 송신 높이를 더 높이고 회전대 중심으로부터 안테나를 더 변위하는 것이 
필요할 수 있다. 일부 기하구조에서는 이 표준에 제시된 것 이외의 NSA값이 필요할 수 있다 (A.2의 
참고문헌 [1] 참고).
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시험품의 최대 수평 길이를 1.5 m라고 가정하면, 수평 편파 방향의 안테나 측정은 최소한 4회가 필
요하다 (수평면 상에서 두 가지 높이의 두 지점) [그림 A.2 b) 참고].

비고 1 회전대가 없는 시험장의 경우, “중심”이라 함은 1 m×1.5 m인 시험 테이블 표면의 중심을   
 말한다.

비고 2 유전체 인터페이스 가까이에 위치한 소스는 그 위치에서의 소스의 복사 특성에 영향을 미칠  
 수 있는 전류 분포의 변동을 일으키는 것으로 나타났다 (A.2의 참고문헌 [3]). 이러한 인터페  
 이스 가까이에 위치한다면 시험장 감쇠 측정이 추가로 필요하다.
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표 A.1 - 광대역 안테나가 있는 권장 기하구조의 정규화 시험장 감쇠량 [AN(dB)]
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그림 A.1a − 수직 편파에서 대체 시험장의 NSA 측정을 위한 전형적 안테나 위치

그림 A.1b − 수평 편파에서 대체 시험장의 NSA 측정을 위한 전형적 안테나 위치

그림 A.1 − 대체 시험장 NSA 측정을 위한 전형적 안테나 위치
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그림 A.2a −  세로 1 m, 너비 1.5 m, 높이 1.5 m보다 크지 않은 체적을 가지며 체적의 후면 경계
는 불리한 반사를 일으킬 수 있는 가장 가까운 물체로부터 1 m 넘게 떨어져 있는 대
체 시험장의 수직 편파 NSA 측정을 위한 전형적 안테나 위치 

그림 A.2b − 세로 1 m, 너비 1.5 m, 높이 1.5 m보다 크지 않은 체적을 가지며 체적의 후면 경
계는 불리한 반사를 일으킬 수 있는 가장 가까운 물체로부터 1 m 넘게 떨어져 있는 
대체 시험장의 수직 편파 NSA 측정을 위한 전형적 안테나 위치

그림 A.2 − 권장 최소 체적의 대체 시험장을 측정하기 위한 안테나 위치
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부속서 B
(규정)

첨두값 검파기 측정에 대한 결정 체계도

150 kHz∼30 MHz 주파수 영역에서 전원 단자나 통신 포트에서의 전도성 방해를 측정할 때 시험 시
간을 줄이기 위해 첨두 측정 수신기를 사용한다면, 아래 결정 체계도를 사용해서 최종 합격/불합격 
판단을 결정한다.

스펙트럼 분석기 또는 수신기로 스캔되는 주파수를 자동으로 따라가는 RF 프리셀렉터(preselector)를 
갖춘 스펙트럼 분석기 또는 수신기는 측정치의 진폭 오차를 피하기 위해 각 주파수에서 충분한 체류
시간을 가져야 한다.

또한, 측정 결과에 영향을 미치지 않도록 스펙트럼 분석기의 영상 대역폭은 해상도의 대역폭보다 크
거나 같아야 한다.

PK 첨두값 (Peak)
QP 준첨두값 (Quasi-peak)

AVG 평균값 (Average)

그림 B.1 − 첨두값 검파기 측정에 대한 결정 체계도
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부속서 C
(규정)

공통 모드 측정에 사용 가능한 시험배치

C.1 서론

부속서 C는 이 표준에서 요구된 통신선의 TCM 전도성 방출 측정에 사용할 수 있는 측정방법을 설
명한다. 케이블 종류에 따라 다른 방법을 사용할 수 있으며, 각 방법은 저마다 장단점이 있다 (부속
서 F 참고). 

C.1.1 KS C IEC 61000-4-6에 기술된 것들을 포함해 ISN과 CDN 사용

비차폐 단일 평형쌍과 이중 평형쌍에는 9.6.2에 따른 ISN을 사용해야 한다. 다른 종류의 케이블 (차
폐형과 비차폐형)에는 IEC 61000-4-6에 기술된 CDN이 이용 가능하고, 시험품에 연결된 케이블에 
그 CDN을 끼웠을 때 시험품이 정상적으로 작동할 수 있다면 사용해도 무방하다. CDN의 LCL은 시
험품에 연결된 케이블 범주에 맞는 ISN의 공차 하한(9.6.2 참고)을 초과하지 않아야 한다. 

이 방법을 이용한 측정이 가능한 경우, C.1.1 방법은 측정 불확도를 최소화 하면서 최고의 측정 결
과를 준다. 

일부 경우, 적절한 ISN이 정의되어 있지 않거나, 시스템 운전이 ISN의 삽입에 영향을 받기도 한다. 
그러므로 지정된 ISN이 없을 때의 측정을 위한 다른 해법이 필요하다. C.1.2와 C.1.3은 허용 가능한 
대체 방법을 설명한다.  

KS C IEC 61000-4-6에 따른 CDN을 사용해 이 표준에 따라 전도성 방출을 측정할 때는 CDN의 
LCL 성능이 이 표준에 기술된 ISN에 대한 요구사항을 초과하지 않도록 CDN을 교정해야 한다. 

Ÿ CDN/ISN을 기준 접지면에 직접적으로 연결한다.
Ÿ 전압 측정이 사용된다면, CDN/ISN의 측정 단자에서 전압을 측정한 다음, 9.6.2 e)에 정의된 

CDN/ISN 전압 분배 인자를 판독치에 더하여 판독치를 보정하고, 전압 한계값과 비교한다.
Ÿ 전류 측정이 사용된다면, 전류 프로브로 전류를 측정하고 전류 한계값과 비교한다.
Ÿ CDN/ISN을 사용한다면 전압 한계와 전류 한계를 적용할 필요 없다. 전류를 측정할 때 CDN/ISN

의 측정 단자에 50 Ω 부하를 연결해야 한다.
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AE = 보조기기
EUT = 시험품

1) 기준 접지면까지의 거리 (수직 또는 수평)
2) 기준 접지면까지의 거리는 중요하지 않다.

그림 C.1 – KS C IEC 61000-4-6에 기술된 CDN을 CDN/ISN으로서 사용 

C.1.2 차폐의 겉면에 150 μ 부하를 사용 (“현장 CDN/ISN”)

모든 종류의 동축 케이블이나 차폐 다심 케이블에는 C.1.2 방법을 사용할 수 있다.

C.1.1과는 달리, 시험 중인 시험품에 부착된 케이블을 자를 필요는 없다. 그러나 차폐의 금속성 겉
면에 닿기 위해 케이블의 바깥 절연을 개방할 필요가 있다. 

Ÿ 절연을 제거하고, 접지할 차폐의 겉면에 150 Ω 저항기를 연결한다.
Ÿ 150 Ω 연결과 보조 기기 사이에 페라이트 튜브나 클램프를 연결한다.
Ÿ 전류 프로브로 전류를 측정하고 전류 한계값과 비교한다.   150 Ω 저항기의 오른쪽을 향하는 공통

모드 임피던스는 측정에 영향을 미치지 않을 만큼 충분히 커야 한다. C.2를 사용해 이 임피던스
를 측정한다. 이 임피던스는 시험품이 방출하는 주파수의 측정에 영향을 미치지 않도록 150 Ω보
다 훨씬 커야 할 것이다.

Ÿ 전압은 높은 임피던스의 프로브를 사용해 150 Ω 저항기와 병렬로 측정하거나, KS C IEC 
61000-4-6에 기술된 “50∼150 Ω 어댑터”를 150 Ω 부하로 사용하여 전압을 측정한 다음, 적당한 
보정계수(“50∼150 μ 어댑터”의 경우 9.6 dB)를 적용하여 구할 수 있다.
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AE = 보조기기
EUT = 시험품

1) 기준 접지면까지의 거리 (수직 또는 수평)
2) 기준 접지면까지의 거리는 중요하지 않다.

그림 C.2 − 차폐의 겉면에 150 Ω 부하를 연결

C.1.3 전류 프로브와 용량성 전압 프로브의 복합적 사용

Ÿ 전류 프로브로 전류를 측정한다.
Ÿ 측정된 전류를 적용 가능한 전류 한계값과 비교한다.
Ÿ KS C CISPR 16-1-2의 5.2.2에 명시된 용량성 전압 프로브로 전압을 측정한다.
Ÿ 측정된 전압을 아래와 같이 조정한다.

- 전류 여유 ≤ 6 dB 이면, 측정된 전압에서 실제 전류 여유를 뺀다.
- 전류 여유 > 6 dB 이면, 측정된 전압에서 6 dB을 뺀다.

Ÿ  조정된 전압을 적용 가능한 전압 한계값과 비교한다.
Ÿ 측정된 전류와 조정된 전압은 적용 가능한 전류한계와 전압한계보다 낮아야 한다.
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AE = 보조 기기
EUT = 시험품
CMAD = 공통모드 흡수장치

전류 측정과 전압 측정을 동시에 수행하지 않는다면, 전류 프로브와 용량성 전압 프로브를 측정 장
치에 
함께 설치할 필요는 없다. 

1) 시험품과 보조 기기는 (수평 또는 수직) 기준 접지면으로부터 40±1 cm 위에 있는 비전도성 
 테이블에 배치해야 한다. 
2) 시험에 사용된 케이블은 시험품에서 기준 접지면 위 4±1 cm 지점까지 똑바로 내려와야 하

고, 이 지점에서 시험품 테이블과 보조 기기 테이블 사이로 들어가야 한다. 이 제한사항은 
전압 프로브를 통해 지나가는 케이블 부분에는 적용하지 않는다. 

3) 배터리로 동작하지 않는 한, 시험품은 접지면의 가장 가까운 모서리로부터 10 cm 보다 멀
리 떨어진 기준 접지면에 설치된 AMN을 동력원으로 사용해야 한다. 커플링 효과 또는 누화 
효과(crosstalk effect)를 최소화 하기 위해 시험품 전원 코드는 시험에 사용된 케이블의 반
대쪽으로 보내야 한다. 

4) 측정장치 쪽으로 시험품의 수평 돌출은 30±1 cm 이어야 한다.
5) 전류와 전압의 동시 측정에 (또는 다른 이유에) 사용되는 경우, 전류 프로브와 전압 프로브는 

10±1 cm 이격해야 한다. 전류 프로브 (그림과 같이) 또는 용량성 전압 프로브는 시험품 
옆에 배치할 수 있다. 

그림 C.3 − 탁상용 시험품에 전류 프로브와 용량성 전압 프로브를 복합사용

C.1.4 시험방법 선택을 위한 흐름도

시험방법 선택을 위한 흐름도(그림 C.5 참고)는 서로 다른 단자 (비차폐 꼬임쌍, 차폐 꼬임쌍, 동축, 
교류 전원 등)에 적용한다. 서로 다른 종류의 케이블이 용인 가능한 경우, 예컨대 차폐형(STP) 또는 
비차폐형(UTP) 케이블은 둘 다 표준과의 적합성을 시험해야 한다. 
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C.2 케이블, 페라이트, 보조 기기 공통모드 임피던스의 측정

Ÿ “드라이브” 프로브 및 측정 프로브 50 Ω 시스템을 교정한다 (그림 C.4 참고). 드라이브 전압 
(V1)을 신호 발생기로부터 “드라이브” 프로브에 삽입하고, 측정 프로브에 나타나는 전류(I1)을 기
록한다. 

Ÿ 시험품에서 케이블을 제거하고, 시험품 끝에서 접지에 연결하여 단락시킨다 (그림 C.4 참고).
Ÿ 같은 드라이브 전압(V1)을 같은 “드라이브” 프로브가 달린 케이블에 인가한다.
Ÿ 같은 측정 프로브로 전류를 측정하고, 그 전류( I2)를 1단계의 전류(공통모드 임피던스 = 50×I1/I2)

와 비교하여 케이블, 페라이트 및 관련 장치 조합의 공통모드 임피던스를 계산한다. 예를 들어 I2
가 I1의 절반이면, 그때의 공통모드 임피던스는 100 Ω이다.

Ÿ 이 TCM 임피던스 측정 기법은 아래 조건에서만 사용해야 한다.

그림 C.4의 50 Ω 교정 설비에서의 루프 길이(원주)는 그림 C.4의 총 루프 길이의 0.9 ~ 1.1배여야 
하고, 두 루프 길이는 1.25 m보다 작아야 한다. 이 조건들은 임피던스 측정에 영향을 줄 수 있고 
측정 불확도를 높일 수 있는 루프 공진을 최소화하기 위하여 필요하다. 아래 두 방법 중 하나로 
TCM 임피던스를 측정한다.

방법 1: 임피던스 분석기를 그림 C.4의 스위치에서 시험 중인 시험품 단자에 부착된 케이블에 연결
한다. 임피던스 분석기를 시험 중인 시험품 단자에 부착된 케이블과 기준 접지면 사이에 연결한다. 
이 측정을 위해 시험품은 단선하고, 시험 중인 시험품 단자에 부착된 케이블의 모든 와이어는 임피
던스 분석기에 연결된 지점에 함께 연결한다. 이 측정 시험장치는 그림 F.4의 그것과 비슷하다.

방법 2: 네트워크 분석기, 전류 프로브 및 용량성 전압 프로브를 사용해서, 공통모드 전압과 전류를 
측정한다. 시험 중인 시험품 단자에 부착된 케이블 상에서 네트워크 분석기로 측정된 전압 대 전류
의 비를 TCM 임피던스라고 정의한다. 이 측정 시험장치는 그림 F.4의 그것과 비슷하다.

그림 C.4 − 교정 기구물
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부속서 D
(참고)

임피던스 안정화 회로망(ISN) (예시)의 구성도

비고 1 9.6.2 e)에 정의된 공칭 전압 분배 인자=9.5dB
비고 2 Zcat은 ISN의 LCL을 9.6.2 c) 1) ~ 3)에 명시된 값에 맞추기 위해 필요한 불평형 회로망을  

   뜻한다.

그림 D.1 − 비차폐 단일 평형쌍(balanced pairs)를 사용하기 위한 ISN
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비고 1 9.6.2 e)에 정의된 공칭 전압 분배 인자=9.5dB
비고 2 Zcat은 ISN의 LCL을 9.6.2 c) 1) ~ 3)에 명시된 값에 맞추기 위해 필요한 불평형 회로망을 

뜻한다.
비고 3 이 ISN을 사용해 1 개 또는 2 개의 비차폐 평형쌍에서 공통모드 방해를 똑같이 잘 측정할   

 수 있다. 

그림 D.2 − 1개 또는 2개의 비차폐 평형쌍과 함께 사용하기 위한, 

종방향 변환 손실(LCL)이 높은 ISN
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비고 1 9.6.2 e)에 정의된 공칭 전압 분배 인자=9.5 dB
비고 2 Zcat은 ISN의 LCL을 9.6.2 c) 1) ~ 3)에 명시된 값에 맞추기 위해 필요한 불평형 회로망을  

   뜻한다.
비고 3 이 ISN을 사용해 1개, 2개, 3개, 또는 4개의 비차폐 평형쌍 상의 공통모드 방해를 똑같이 

잘 측정할 수 있다. 

그림 D.3 − 1개, 2개, 3개 또는 4개의 비차폐 평형쌍과 함께 사용하기 위한, 

종방향 변환 손실(LCL)이 높은 ISN
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비고 1 9.6.2 e)에 정의된 공칭 전압 분배 인자=9.5 dB
비고 2 Zcat은 ISN의 LCL을 9.6.2 c) 1) ~ 3)에 명시된 값에 맞추기 위해 필요한 불평형 회로망을  

   뜻한다.
경고 이 ISN은 단 한 개의 활성 비차폐 평형쌍을 이용하는 통신포트에 연결된 비차폐 쌍 케이블 상
의 공통모드 방해를 측정하는 데 사용해서는 아니 된다. 

그림 D.4 – 2개의 비차폐 평형쌍과 함께 사용하기 위한 ISN

(전압 측정단자에 50 Ω 소스 매칭 회로망 있음) 
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비고 1 9.6.2 e)에 정의된 공칭 전압 분배 인자=9.5dB
비고 2 Zcat은 ISN의 LCL을 9.6.2 c) 1) ~ 3)에 명시된 값에 맞추기 위해 필요한 불평형 회로망을  

   뜻한다.
경고 이 ISN은 단 한 개의 활성 비차폐 평형쌍을 이용하는 통신포트에 연결된 비차폐 쌍 케이블 상
의 공통모드 방해를 측정하는 데 사용해서는 아니 된다. 

그림 D.5 – 2개의 비차폐 평형쌍과 함께 사용하기 위한 ISN 
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비고 1 9.6.2 e)에 정의된 공칭 전압 분배 인자=9.5dB
비고 2 Zcat은 ISN의 LCL을 9.6.2 c) 1) ~ 3)에 명시된 값에 맞추기 위해 필요한 불평형 회로망을  

   뜻한다.
경고 이 ISN은 4 개 이외의 활성 비차폐 평형쌍을 이용하는 통신포트에 연결된 비차폐 쌍 케이블 상
의 공통모드 방해를 측정하는 데 사용해서는 아니 된다. 

그림 D.6 – 4 개의 비차폐 평형쌍과 함께 사용하기 위한 ISN
(전압 측정단자에 50 Ω 소스 매칭 회로망 있음) 
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비고 1 9.6.2 e)에 정의된 공칭 전압 분배 인자 = 9.5 dB
비고 2 Zcat은 ISN의 LCL을 9.6.2 c) 1) ~ 3)에 명시된 값에 맞추기 위해 필요한 불평형 회로망을  

   뜻한다.
경고 이 ISN은 네 쌍 모두의 종단을 사용해서 규정 임피던스를 달성하므로 4 개 이외의 활성 비차폐 
평형쌍을 이용하는 통신포트에 연결된 비차폐 쌍 케이블 상의 공통모드 방해를 측정하는 데 사용해
서는 아니 된다. 

그림 D.7 – 4 개의 비차폐 평형쌍과 함께 사용하기 위한 ISN
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비고 9.6.2 e)에 정의된 공칭 전압 분배 인자= 9.5 dB

그림 D.8 – 절연된 중심-도체 와이어 여러 개와 절연된 스크린-도체 와이어 1개를 
공통 자심에서 2선 권선(bifilar winding)하여 생긴 내부 공통모드 초크를 

이용하면서 동축 케이블과 함께 사용하기 위한 ISN. 
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비고 1 9.6.2 e)에 정의된 공칭 전압 분배 인자=9.5dB
비고 2 ISN에 대한 요구사항을 완전히 충족하기 위해 더 많은 토로이드가 필요할 수 있다.

그림 D.9 – 페라이트 토로이드에 감긴 미니어처 동축 케이블 (미니어처 반경성(semi-rigid) 고체 구리 

스크린 또는 미니어처 이중편조(double-braided) 스크린 동축 케이블)로 인해 생기는 

내부 공통모드 초크를 이용하면서 동축 케이블과 함께 사용하기 위한 ISN. 
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비고 9.6.2 e)에 정의된 공칭 전압 분배 인자=9.5 dB

그림 D.10 – 절연된 중심-도체 와이어 여러 개와 절연된 스크린-도체 와이어 1개를 

공통 자심에서 2선 권선(bifilar winding)하여 생긴 내부 공통모드 초크를 

이용하면서 다심 차폐 케이블과 함께 사용하기 위한 ISN. 
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비고 1 9.6.2 e)에 정의된 공칭 전압 분배 인자=9.5 dB
비고 2 ISN에 대한 요구사항을 완전히 충족하기 위해 더 많은 토로이드가 필요할 수 있다.

그림 D.11 – 다심 차폐 케이블을 페라이트 토로이드에 휘감으로써 생기는 내부 

공통모드 초크를 이용하면서 다심 차폐 케이블과 함께 사용하기 위한 ISN 
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부속서 E
(참고)

통신 포트에서의 신호 파라미터

E.1 일  반

이 표준에서는 차동 전류 또는 전압 신호 레벨의 한계를 정의하지 않는다. 

그러나, 차동모드에서 통신 포트에 존재할 수 있는 최대 신호 레벨은 원하는 신호가 접지에서의 공
통모드 임피던스에 걸쳐 용인 불가한 방해로 나타나지 않는다면, 통신 포트와 케이블의 또는 케이블
을 연결하기 위한 회로망의 전기적 평형 또는 횡방향 변환 손실(LCL) [1] [2]에 의존적이며, 전기적 
평형 또는 횡방향 변환 손실(LCL) [1] [2]에 의해 제한된다. 

신호 단자, 케이블 또는 네트워크의 LCL 때문에 단자, 케이블 또는 네트워크의 차동 신호의 일부는 
이 표준에 한계가 정의된 [3][4][5] 공통모드 방해로 변환된다. 모든 종류의 RF 신호 수신의 방해
를 최소화해야 한다면 공통모드 방해 (이 방해들은 환경에서 복사성 방해의 원인이기 때문에 일명 
안테나 모드 방해라고도 불린다)를 제한해야 한다. 명목상으로 평형 신호 단자 또는 송신 매체(예: 
꼬인 구리 쌍)에서 발생하는 공통모드 방해는 그 단자나 매체를 전체적으로 차폐하든 안 하든 제어
하고 제한해야 한다. 차폐된 전송 선로를 사용하는 경우, 차폐된 커넥터의 결함뿐 아니라 차폐 자체
의 결함은 (이로 인해 상당한 전기적 불연속이 발생할 수 있음) 차폐된 환경 내에서 생긴 공통모드 
방해의 일부를 차폐의 바깥에 나타나게 할 것이다. 

많은 네트워크 설명서에 인용된 평형과 LCL의 최악 경우의 값들은 네트워크의 바람직한 신호 전송
과 누화 성능(crosstalk performance)에 근거한 것이며, 이 표준에서 고려된 공통모드 방해의 제어를 
꼭 고려하지는 않는다. 통신망의 물리적 계층 사양으로 인해 의도치 않게 용인 불가의 전자기 방해
가 생기지 않도록 하기 위해서는, 일부 핵심 파라미터의 사양과 전기자기 적합성(EMC)의 관계를 네
트워크 표준 개발 초기에 고려하는 것이 필수적이다.  

꼬임쌍 매체를 활용하는 통신망의 EMC를 달성하기 위해 고려해야 할 가장 중요한 파라미터는 아래
와 같다.

• 원하는 횡방향 또는 차동모드 전기적 신호에 대해 규정된 레벨
• 원하는 차동 신호에 대해 규정된 선로 부호(line codes)의 스펙트럼 특성
• 원하는 차동 신호의 프로토콜 설계
• 원하는 신호를 제 위치에 전달할 물리적 구리 전송선의 예상 전기적 균형 또는 LCL
• 물리적 매체에 연결할 전송선 부착 유닛의 통신 신호 단자의 전기적 균형 또는 LCL
• 원하는 차동 신호를 전달할 물리적 매체의 예상 차동모드 임피던스와 공통모드 임피던스
• 원하는 차동 신호가 나타날 전송선 부착 유닛의 원격통신 신호포트에 규정된 차동모드 임피

던스와 공통모드 임피던스
• 차폐된 매체를 사용해야 하는 경우 커넥터와 차폐의 예상 차폐효과

원하는 차동신호의 절대 레벨이 결과적인 공통모드 방해 레벨에 미치는 영향은 고심할 필요가 없다. 
비선형성이 없는 경우, 통신포트나 물리적 매체의 전기적 불평형에 의해 차동모드에서 공통모드로 
전환됨으로써 생기는 공통모드 방해 레벨은 원하는 차동신호의 레벨에 정비례할 것이다. 

원하는 차동 신호에 대하여 규정된 스펙트럼 특성과 프로토콜 역시 물리적 매체에 나타나는 공통모
드 방해 레벨에 큰 영향을 끼칠 것이다. 

주어진 데이터 속도에 대하여, 신호 전력을 넓은 범위의 주파수에 확산시키는 선로 코딩(line 
coding)을 이용한 차동 신호는 전력을 좁은 스펙트럼 대역에 집중시키는 차동 신호 선로 코드(line 
code)보다 비허용 공통모드를 만들 가능성이 적다.

신호 프로토콜의 선택은 차동 신호의 스펙트럼 특성에 상당히 영향을 줄 수 있다. 시종 경계 비트의 
형식, 프레임 및 동기 비트 패턴, 토큰 비트 패턴(the bit patterns of tokens)과 궁극적으로 접속 제
어 프로토콜(access control protocol)의 설계는 좁은 스펙트럼 대역에 신호 전력의 집중이 여러 동
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작 상태 [높은 통신량 기간, 낮은 통신량 기간, 빈 기간(idle period)] 동안 얼마나 많이 발생하는가
에 상당히 영향을 미친다.

네트워크의 차동 신호에서 발생하는 공통모드 방해 레벨을 최소화해야 한다면, 긴 시간 동안 지속되
는 매우 주기적인 파형의 발생을 피해야 한다.

E.2 공통모드 방해 레벨 추정  

중요한 전기 파라미터와 스펙트럼 파라미터 사이의 관계를 알고 있으면 원하는 차동 신호의 차동모
드-공통모드 변환에 의해 생길 공통모드 방해 레벨을 추정할 수 있다. 다른 신호로부터 발생하는 공
통모드 방해가 공통모드 방해 허용 기준을 초과하지 않는다면, 다른 신호의 최대 허용 레벨을 추정
할 수 있다.

LAN, 예컨대 특성 임피던스로 종단되어 있는 명목상의 평형 비차폐 트위스트 쌍에 접속되어 있는 
명목상의 평형 통신 신호 단자에 함께 접속되어 있는 두 항목을 생각해보자. 

이 두 항목의 결합의 전기적 불평형은 가장 나쁜(가장 낮은) LCL을 나타내는 항목의 전기적 불평형
에 의해 지배된다.

그 항목의 LCL에 의해 공통모드 변환에 대해 차동모드에 의해 발생하는 공통모드 방해의 세기는 근
사적으로 다음 식으로 추정할 수 있다.

(E.1)

이때, 차동 신호 전압에 의해 야기되는 공통모드 전류 Icm를 계산한다.

(E.2)

차동 신호 전압 UT에 의해 발생하는 공통 전압 Ucm를 계산할 때,

여기에서 Zcm：가장 나쁜(낮은)   LCL을 갖는 항목에 의해 나타나는 공통모드 임피던스
         Zct ：더 높은 LCL을 갖는 항목에 의해 나타나는 공통모드 임피던스
         Zo ：통신 신호 단자에서의 횡단(transverse)   또는 차동모드 임피던스

위의 수식 표현은 [6]에서 전개된 관계로부터 유도된 것이며, 함축적으로 다음을 가정한다. 즉, 조합
에서 두 항은 모두 횡단 또는 차동 임피던스 Zo를 보인다.

수식에서 공통모드 방해 레벨을 공통모드 방해 허용 기준값과 같게 함으로써 최대 허용 가능 횡단 
또는 차동 신호 레벨를 추정할 수 있다.

상기 수식들을 사용할 때, 공통모드 허용 기준값은 명시된 검출 함수(준첨두값 또는 평균값)를 사용
하여 지정 대역폭(예를 들면 9 kHz)에서 측정된 방해와 비교해야 하는 양이다. 따라서 주어진 LCL에 
대해 상기 식들을 사용하여 추정된 최대 허용 차동 신호 레벨은 같은 검출 함수로 차동적으로 측정
될 때 같은 대역폭에서 나타날 수 있는 레벨이다.
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부속서 F
(참고)

통신포트 상의 방해 측정 및 방법의 근거

F.1 한계 

방해 전압 (또는 전류) 한계는 (측정 시 보조 기기 단자에서 시험품이 보여주는) 150 Ω의 TCM 부하 
임피던스에 대하여 정의된 것이다. 이 표준은 보조 기기와 시험품에서의 정의되지 않은 TCM 임피던
스에 상관없이, 재현성 있는 측정 결과를 얻기 위하여 필요하다. 

CDN/ISN이 사용되지 않는 한, 일반적으로 보조 기기 단자에서 시험품이 보이는 TCM 임피던스는 정
의하지 않는다. 보조 기기가 차폐실 밖에 위치해 있다면, 보조 기기 단자에서 시험품이 보이는 TCM 
임피던스는 측정 설비와 바깥 세계 간 관통 필터(feed-through filter)의 TCM 임피던스로부터 구할 
수 있다. 제2형 필터는 낮은 TCM 임피던스를 갖는 반면에 T형 필터는 높은 TCM 임피던스를 갖는
다. 

정보기술기기가 사용하는 모든 종류의 케이블을 위한 CDN/ISN은 존재하지 않는다. 그러므로 
CDN/ISN을 사용하지 않는 대체 방법 (“비침입(non-invasive)” 시험방법)도 정할 필요가 있다.

부속서 C의 그림들에는 시험 중인 시험품 단자에 부착된 케이블만 표시되어 있다. 대체로 시험품에
는 몇 개의 다른 케이블들 (또는 단자들)이 있다. 대부분의 경우, 적어도 주전원 단자와의 결선이 표
시되어 있다. 접지 결선을 비롯해 이 기타 결선들의 TCM 임피던스와 시험 시 결선들의 존재 여부는 
측정 결과, 특히 크기가 작은 시험품의 측정 결과에 상당한 영향을 미칠 수 있다. 시험 중인 단자에 
더하여 최소한 2개의 단자를 (대개 ISN이나 CDN을 50 Ω으로 종단된 RF 측정단자와 함께 사용해서) 
150 Ω TCM 임피던스에 접속시키면 이 영향력을 무시 가능한 양까지 감소시키기에 충분하다.

비차폐 평형쌍을 위한 커플링 장치도 시험 중인 통신포트에 규정된 가장 낮은 케이블 범주의 전형적 
LCL (즉, 최악의 LCL)을 모의해야 할 것이다. 이 요건의 개념은 대칭 신호에서 TCM 신호로의 변형
을 고려하는 것이다. 이 변형은 시험품이 실제 용도에 사용될 때 복사에 기여할 할지도 모르기 때문
이다. ISN에서의 비대칭은 규정된 LCL을 일으키기 위하여 의도적으로 구성된다. 이 비대칭은 시험품
의 비대칭을 강화하거나 상쇄할 수 있다. 그러므로 최악 경우의 방출을 결정하고 시험 재현성을 최
적화 하기 위해서는, 9.6.2에 정의된 적절한 ISN을 사용할 때 각각의 평형쌍 와이어에서의 LCL 불평
형(imbalance)을 반복 시험하는 것을 고려해야 한다. 

각 평형쌍에서의 불평형은 총 전도 공통모드 방출에 기여할 수 있고 기여할 것이므로, 모든 평형쌍
에서의 모든 불평형 조합을 고려해야 할 것이다. 단일 평형쌍의 경우, 이것이 시험에 미치는 영향은 
비교적 미미하다. 두 와이어를 뒤바꿔 놓는다. 그러나 2개의 평형쌍에서는 LCL 부하 조합 (즉, 시험 
구성) 개수가 4이다. 4개의 평형쌍에서는, 부하 조합 개수가 16까지 늘어난다. 그런 개수는 시험시
간과 시험 문서화에 상당히 영향을 미칠 것이다. 그런 시험은 주의해서 착수해야 할 것이고, 시험을 
했다면 적절히 문서화 해야 할 것이다. 

측정 수신기에 연결되지 않은 ISN/CDN의 RF 측정단자는 50 Ω에서 종단해야 한다.

표 F.1은 부속서 C에 설명된 방법들의 장단점을 요약한 것이다.
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표 F.1 – 부속서 C에 설명된 방법들의 장단점

F.2 전류 프로브와 용량성 전압 프로브의 조합

C.1.3에 설명된 방법은 모든 종류의 케이블에 비침입 방식으로 응용할 수 있다는 장점이 있다. 그러
나 보조 기기 결선에서 시험품이 보이는 TCM 임피던스를 제외하면, C.1.3 방법은 일반적으로 너무 
높은, 그러나 결코 낮지는 않은 결과를 보일 것이다 (최악 경우의 방출 추산).

F.3 용량성 전압 프로브의 기본 개념

그림 C.3은 용량성 전압 프로브를 사용해 TCM 전압을 측정한다. 용량성 전압 프로브의 구성에 대한 
두 가지 접근법이 있다. 어느 접근법이든, 150 Ω TCM 임피던스가 존재한다면, 시험 중인 시험품 단
자에 부착된 케이블 쪽으로 용량성 전압 프로브의 정전용량은 150Ω TCM 임피던스와 나란한 부하로
서 나타날 것이다. 

0.15~30 MHz 주파수 범위에서 TCM 임피던스 공차는 ±20 Ω이다. 용량성 전압 프로브 부하가 고
작 150 Ω TCM 임피던스를 120 Ω까지 감소시켜야 한다면, 시험 중인 시험품 단자에 부착된 케이블 
쪽으로 용량성 전압 프로브의 정전용량은 30 MHz (최악 경우의 주파수)에서 < 5 pF 이어야 할 것
이다. 30 MHz에서 5 pF는 대략 –j 1,062 Ω이고, 이것은 150 Ω와 병행하여 대략 148 Ω의 복합 
TCM을 가져올 것이다.

용량성 전압 프로브 구성의 첫 번째 접근법은 프로브를 시험 중인 시험품 단자에 연결된 케이블로부
터의 물리적 거리에 의존해서 <5 pF 부하를 달성하는 단일 장치로서 구성하는 것이다. 이런 스타일
의 용량성 전압 프로브는 KS C CISPR 16-1-2의 5.2.2에 설명되어 있다.

두 번째 접근법은 시험 중인 시험품 단자에 부착된 케이블에 아주 근접해 있는 용량성 커플링 장치
를 사용한다 (이 장치는 시험 중인 시험품 단자에 부착된 케이블의 절연에 실제로 닿아 있다). 임피
던스가 10 MΩ보다 크고 프로브 정전용량이 5 pF보다 작은 표준 오실로스코프형 전압 팀침을 용량
성 커플링 장치와 직렬로 배치한다. 이론적으로, 용량성 커플링 장치의 정전용량과 직렬을 이루는 프
로브 정전용량은 시험 중인 시험품 단자에 부착된 케이블에 프로브 정전용량만을 나타낼 것이다. 실
제로는 용량성 커플링 장치의 물리적 크기를 고려하면 프로브 정전용량에 병행하여 큰 표유 정전용
량을 갖는 것이 가능하다. 그런 경우, 총 정전용량 부하는 프로브 자체의 정전용량보다 클 것이고, 5 
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pF 미만의 부하를 가져야 한다는 요구사항을 지키지 못할 수 있다. 이 기법을 이용한다면 용량성 부
하는 이론에 의존하지 말고 측정을 통해 검증해야 할 것이다.

이 정전용량 측정은 150 kHz~30 MHz 주파수 범위에서 작동할 수 있는 정전용량 계측기로 수행할 
수 있다. 정전용량은 시험 중인 시험품 단자에 부착된 케이블 (케이블 안의 모든 와이어는 계측기 접
속점에 함께 접속한다)과 기준 접지면 사이에서 측정한다. 이 정전용량 측정에서는 전도 방출 측정에 
사용된 것과 같은 종류의 케이블을 사용해야 한다. 

비고 이 방법은 시험품과 보조 기기 간 케이블의 길이가 1.25 m보다 짧을 때 불확도가 가장 작다. 
이보다 상당히 긴 케이블은 전압 및 전류 측정에 불리한 영향을 줄 수 있는 정재파(standing 
wave)를 받는다.

F.4 전류 한계와 전압 한계의 조합

TCM 임피던스가 150 Ω이 아닌 경우, 정의되지 않고 알려지지 않은 TCM 임피던스로 인해 측정 불
확도가 매우 높으므로 전압 단독 측정이나 전류 단독 측정은 용인되지 않는다. 그러나 전류 한계와 
전압 한계를 동시에 적용하여 전류와 전압을 측정하면 아래 설명한 바와 같이 방출을 최악 경우로 
추정한 결과가 나온다. 

한계값이 정의된 기본 회로는 그림 F.1과 같다. 이 회로를 기준으로 하여 전류 한계값과 전압 한계
값을 도출한다. 그 외 다른 측정은 이 기본회로와 비교해야 한다. Z1은 시험품의 미지의 파라미터이
다. Z2는 기준 측정에서 150 Ω이다. 

그림 F.1 – 정의된 TCM 임피던스 150 Ω과 함께 한계값을 고려하기 위한 기본 회로

그림 F.2는 시험품이 보이는 TCM 임피던스를 정의하지 않고서 측정을 수행하는 경우의 간소화된 회
로이다. 이 경우, 시험품이 보이는 TCM 임피던스 Z2는 보조 기기에 의해서 정해지며, 아무 값이나 
가질 수 있다. 

그림 F.2 – 미지의 TCM 임피던스로 측정하기 위한 기본 회로
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측정을 그림 F.1의 회로에 따라 수행한다면, 전류 한계와 전압 한계는 같다. 전류와 전압 간의 관계
는 언제나 150 Ω이며, 전압이나 전류 중 하나를 사용해 한계와의 적합성 여부를 판정할 수 있다. 
단, Z2가 150 Ω이 아닌 경우는 예외이다 (그림 F.2 참고).

한계와의 적합성을 판정하는 양은 소스 전압 U0가 아님을 주의해야 한다. 측정된 간섭 전압은 150 
Ω의 표준 전압에서 측정해야 하고, Z1,Z2,U0모두에 의존한다. 한계값은 높은 임피던스 Z1과 높은 소
스 전압 U0을 갖는 시험품에서, 또는 낮은 U0와 낮은 임피던스 Z1의 조합에서 도달할 수 있다.

Z2가 정의되지 않은, 그림 F.2의 좀더 일반적인 경우에는, 간섭 전압의 정확한 값을 측정하기가 불
가능하다. Z1과 U0가 알려져 있지 않기 때문에, Z2가 알려져 있더라도 (또는 측정되었거나 I와 U로부
터 계산되었더라도) 간섭 전압을 도출하기는 불가능하다. 예컨대 한계값보다 높게 방출하는 시험품을 
보조 기기 측 Z2가 낮은 (Z2<150Ω)시험장치에서 전압 측정을 통해서만 측정하면, 그 시험품은 한계
값에 부합하는 것으로 보일 수 있다. 반대로, 동일한 시험품을 Z2가 높은 시험장치에서 전류 측정을 
통해서만 (예를 들어 페라이트를 추가해서) 측정하면 그 시험품 역시 한계값에 부합하는 것으로 보일 
수 있다. 

그러나 전류 한계와 전압 한계를 동시에 적용한다면, 한계를 초과하여 방출하는 시험품은 언제나 전
류 한계 (Z2가 150 Ω보다 작은 경우)나 전압 한계 (Z2가 150 Ω보다 큰 경우)를 초과함으로써 발견
될 것이다. 

보조 기기의 TCM 임피던스 (Z2)가 150 Ω와 크게 차이 나는 경우, Z2를 150 Ω으로 해서 측정하면 
한계에 부합하게 될 시험품이 불합격될 수 있는 가능성이 있다. 그러나 한계에 부합하지 않는 시험
품이 합격되는 일은 결코 일어나지 않을 것이다. 그러므로 C.1.3에 따른 측정은 방출에 대한 최악 
경우의 추정이다. 이 방법으로 시험품이 한계를 초과하는 경우, 그 시험품은 Z2를 150 Ω으로 해서 
측정하면 한계에 부합하게 될 가능성이 있다. 

F.5 페라이트로 TCM 임피던스 조정하기

보조 기기 측 TCM 임피던스가 원래 150 Ω보다 낮은 경우에는, 시험 중인 시험품 단자에 부착된 케
이블에 페라이트를 추가함으로써 임피던스를 조정하는 것이 가능하다. C.1.4는 TCM 임피던스가 
150 ± 20 Ω이 될 때까지, 각 측정 주파수에서 TCM 임피던스를 측정하고 페라이트를 조정할 것을 
요구한다. 그러므로 이 방법을 전체 주파수 범위에 적용한다면 매우 복잡하고 시간이 많이 걸린다. 
보조 기기 측 TCM 임피던스가 원래 150 Ω보다 높으면, 30 MHz 미만의 주파수에 대하여 페라이트
를 추가하거나 페라이트의 위치를 변경함으로써 임피던스를 150 Ω로 조정할 길은 없다. (대신에 특
정 주파수에 대하여 TCM 임피던스를 조정할 다른 방법을 개발할 수는 있을 것이다.)

F.6 부속서 C에서 사용하기 위한 페라이트 요건

C.1.2는 동축 케이블의 차폐에서 공통모드 전도성 방출을 측정하기 위한 시험장치를 정의한다. 그림 
C.2와 동축 차폐와 기준 접지면 사이에 150 Ω 부하를 연결하도록 규정되어 있다. 페라이트는 150 
Ω 부하와 보조 기기 사이의 동축 차폐 위에 배치된 것으로 표시되어 있다. 아래는 C.1.2의 요건들을 
충족하기 위해 필요한 페라이트의 기능 요건들이다. 
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그림 F.3 – 그림 C.2에 사용된 구성요소들의 임피던스 배치

그림 F.3에는 그림 C.2에 포함된 기본 임피던스들이 모두 표시되어 있다. C.1.2는 “측정에 영향을 
주지 않을 만큼 150 Ω 저항기의 우측 공통모드 임피던스가 충분히 크도록” 페라이트는 높은 임피던
스를 제공해야 한다고 규정하고 있다. 이 임피던스는 그림 F.3에 “Z”로 표시되어 있다. 

C.1.2의 상기 인용문은 Zferrite와 Zaecm의 복합 직렬 임피던스는 150 Ω 저항기에 부하를 걸지 않아야 
함을 암시한다. 150 Ω 공통모드 부하 공차에 대한 KS C CISPR 22의 일반적 접근은 0.15~30 MHz 
주파수 범위에서 ±20 Ω이다. 이 두 개념을 결합하면, 150 Ω 저항기와 병렬하는 Zferrite와 Zaecm의 복
합 직렬 임피던스 (그림 F.3에서 Z)는 130 Ω보다 작아야 한다. 이것은 Zaecm값에 상관없이 이 관계
가 유지되어야 한다는 의미다. 

페라이트의 임피던스 특성을 확정하기 위해서는 오직 두 경우만 고려할 필요가 있다. 즉, Zaecm=개방 
회로, 그리고 Zaecm=단락 회로가 그것이다. 이 요건을 충족하도록 페라이트를 선택할 수 있다면 어떤 
Zaecm값이나 허용 가능할 것이다. 

Ÿ 경우 1: Zaecm=개방 회로

Zferrite와 Zaecm의 복합 직렬 임피던스는 개방 회로이다. 150 Ω 부하와 병렬하는 개방 회로는 150 Ω
이다. Zferrite값은 아무 값이나 무방하다.

Ÿ 경우 2: Zaecm=단락 회로

Zferrite와 Zaecm의 복합 직렬 임피던스는 Zferrite와 동일하다. 그렇다면 150 Ω 저항기와 병렬하는 Zferrite

의 값은 130 Ω보다 작아야 한다. 아래 수식에서

 

Zferrite에 대하여 풀면 1 000 Ω 값이 나온다. 이것은 이 응용을 위해 선택된 페라이트의 최소 임피던
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스는 0.15~30 MHz 주파수 범위에서 1 000 Ω이어야 한다는 의미다. 주어진 페라이트 세트에서, 최
소 임피던스(jωL)는 0.15 MHz의 최소 주파수에서 발생할 것이다. 

상기 두 경우를 결합하면, 0.15 MHz에서의 경우 2는 페라이트의 임피던스에 대한 최소 요건을 설정
하는 것으로 보인다. 이 값보다 높은 페라이트 임피던스 값은 모두 용인 가능할 것이다. 

선택된 페라이트가 의도된 기능을 달성하겠는지 판정하기 위하여 그림 F.4의 시험장치를 제안하였
다. 전통적인 임피던스 측정기 또는 분석기를 사용해서 Z 지점과 기준접지 간의 임피던스를 측정할 
수 있다. 또 다른 접근법은 Z 지점에서 개별 전압과 전류 (그림 F.4에서 I와 V)를 측정하고, 임피던
스를 계산하는 것이다. 최소한, 임피던스 측정은 0.15 MHz에서 수행해야 한다. 그러나 페라이트와 
동축 케이블에 관련된 표유 정전용량이 페라이트 임피던스를 훼손하지 않도록 하기 위해서는 임피던
스를 전체 0.15~30 MHz 범위에서 측정하는 것이 바람직할 것이다. 그러나 실험실 데이터에 의하면 
동축 케이블을 페라이트에 단 한 번 통과시켜서는 원하는 임피던스를 내기 어렵다. 페라이트에 여러 
번 통과시킬 필요가 있다. 그러면 표유 정전용량이 페라이트의 임피던스에 역효과를 줄 기회가 많아
진다. 원하는 임피던스 대 주파수를 달성할 능력은 실험실에서 입증된 바 있다. 

그림 F.4 – 150 Ω과 페라이트의 복합 임피던스를 측정할 기본 시험 배치
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F.7 통신포트 전도성 방출 측정의 측정 불확도

각 측정에서 주요 불확도 요소를 파악하고, 그것들의 예상 크기를 제공한다. 모든 가정은 CISPR 
16-4-2의 A.5에 명시되어 있다.

F.7.1 ISN을 사용한 측정의 불확도 예시

측정량 VISN = Vr+Lc+LISN+δVsw+δVpa+δVpr+δVnf+δM+δZo+δZa

합성 표준 불확도 Uc(VISN)= å )(22
iii xuc 는 2.1이다.

ULab = 2Uc(VISN)은 4.2 dB이다.

F.7.2 전류프로브와 전압프로브를 사용한 측정의 불확도 예시

측정량 S = Vr+Lc+Lcp+Lv+Lvp+δVsw+δVpa+δVpr+δVnf+δM+δZa

합성 표준 불확도 Uc(S) = å )(22
iii xuc 는 1.8이다.

ULab = 2Uc(S)는 3.6 dB이다.
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부속서 G
(참고)

일부 정보기술기기 종류의 작동모드

G.1 디스플레이 유닛의 작동

시험품이 디스플레이나 모니터를 포함하고 있다면, 아래 작동규칙을 사용해야 한다.

- 대조 컨트롤을 최대치로 설정한다.
- 밝기 컨트롤을 최대치로 설정하거나, 최대 밝기 미만에서 래스터 꺼짐이 일어난다면 래스터 꺼

짐으로 설정한다. 
- 최악 경우의 긍정적 또는 부정적 비디오를 선택한다 (두 대안이 이용 가능한 경우).
- 그래픽을 보여줄 수 있는 모니터에서는 모든 스크롤하는 H 패턴을 표시해야 한다. 텍스트만 표

시할 수 있는 모니터에서는 랜덤 텍스트로 구성된 패턴을 디스플레이 해야 한다. 이 2가지 중 
아무것도 적용되지 않는 경우에는 전형적인 디스플레이를 사용한다.

시험품은 상기 작동규칙을 준수하면서, 최대 수준의 방출을 일으키는 작동모드에서 작동해야 할 것
이다.

G.2 팩스기의 작동

팩스기는 시험품의 가장 상세한 이미지 모드에서, ITU-T가 규정한 팩스 수신기 시험도를 사용해 공
전상태, 송신모드, 수신모드에서 시험해야 할 것이다. 

비고 팩스기의 방해 잠재력을 완전히 표출시키기 위하여 시험 패턴을 여러 번 반복하는 것이 필요
할 수도 있다.

G.3 전화기의 작동

음성 정보를 디지털 신호로 전송할 수 있는 전화기는 ITU-T가 규정한 전화기 측정을 위한 표준 음성 
데이터 수신 조건을 사용해 휴지 상태, 송신 모드, 수신 모드에서 시험해야 할 것이다. 
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KS C CISPR 22：2011 
해  설

이 해설은 본체 및 부속서에 규정/기재한 사항 및 이것에 관련된 사항을 설명하는 것으로 표준의 
일부는 아니다.

1 개요

1.1 개정의 취지

이 표준은 2008년에 제6.0판으로 발행된 CISPR 22, Information technology equipment – Radio 
disturbance characteristics – Limits and methods of measurement를 기초로, 기술적 내용 및 
대응 국제표준의 구성을 변경하지 않고 작성한 한국산업표준이다.

1.2 개정의 경위

이 표준은 2010년도 기술표준원 국가표준개발사업 전기자기적합성(EMC) 분야 KS 부합화 원안 작성 
연구용역 사업의 일환으로 한국산업기술시험원에서 개정 초안을 작성하였다.

1.3 개정의 기본 방향

이 표준은 정보기술기기(ITE)의 무선 방해 레벨에 대한 일반적인 요구 사항의 정립, 방해의 한계값 
확정, 측정방법에 대한 설명, 동작 조건 및 결과의 해석을 규정하는 표준이다. 

이 표준의 개정 내용은 1 GHz 이상에서 복사성 방출 한계값이 추가되었으며, 다기능 기기의 시험 
동작 조건을 명시하였다. 또한, 통신 포트에 대한 방해 측정방법에 대한 이론적 근거가 추가되었다. 
개정이 된 이유는 디지털 무선 서비스의 주파수 대역이 확장됨에 따라서 효과적인 서비스 보호를 
위하여 1 GHz 이상에서의 복사성 방출 한계값을 추가하였고, 통신 포트의 방해 측정방법에 대한 
이론적 근거도 새롭게 추가됨.

2 현안 사항

이 표준에 사용된 용어는 2009년도 학술연구용역사업 “전기자기적합성(EMC)분야 용어 표준화 
연구“를 바탕으로 작성되었다.

* 원안작성 위원회
: 이중근(한양대학교), 박병권(대림대학), 장원석(건양대학교), 신재곤(자동차성능시험연구소), ,
  안희성(기초전력연구원), 조희곤(대우일렉트로닉스), 성관영(한국화학융합시험연구원),

    지성원(한국화학융합시험연구원), 김희수(한국산업기술시험원), 윤상욱(한국산업기술시험원)
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해설 1 전기용품안전기준의 한국산업표준과 단일화의 취지

1. 개요

 이 기준은 전기용품안전관리법에 따른 안전관리대상 전기제품의 안전관리를 수행함에 있어 국가표준

인 한국산업표준(KS)을 최대한 인용하여 단일화한 전기용품안전기준이다. 

2. 배경 및 목적

 전기용품안전관리법에 따른 안전관리대상 전기제품의 인증을 위한 시험의 기준은 2000년부터 국제표

준을 기반으로 안전성 규격을 도입․인용하여 운영해 왔으며 또한 한국산업표준도 2000년부터 국제표

준에 바탕을 두고 있으므로 규격의 내용은 양자가 거의 동일하다.

 따라서 전기용품안전관리법에 따른 안전기준과 한국산업표준의 중복인증이 발생하였으며, 기준의 단

일화가 필요하게 되었다. 

 전기용품 안전인증기준의 단일화는 기업의 인증대상제품의 인증시 시간과 비용을 줄이기 위한 목적

이며, 국가표준인 한국산업표준과 IEC 국제표준을 기반으로 단일화를 추진이 필요하다. 

 또한 전기용품 안전인증기준을 한국산업표준을 기반으로 단일화 함으로써 한국산업표준의 위상을 

강화하고, 우리나라 각 부처별로 시행하는 법률에 근거한 각 인증의 기준을 국제표준에 근거한 한국

산업표준으로 일원화할 수 있도록 범부처 모범사례가 되도록 하였다.  

3. 단일화 방향

 전기용품안전관리법에서 적용하기 위한 안전기준을 동일한 한국산업표준으로 간단히 전기용품안전

기준으로 채택하면 되겠지만, 전기용품안전기준은 그간의 전기용품 안전관리제도를 운용해 오면서 

국내기업의 여건에 맞추어 시험항목, 시험방법 및 기준을 여러번의 개정을 통해 변경함으로써 한국

산업표준과의 차이를 보이게 되었다. 

 한국산업표준과 전기용품안전기준의 단일화 방향을 두 기준 모두 국제표준에 바탕을 두고 있으므로 

전기용품안전기준에서 한국산업표준과 중복되는 부분은 그 내용을 그대로 인용하는 방식으로 구성하

고자 한다.

 안전기준에서 그간의 전기용품 안전관리제도를 운용해 오면서 개정된 시험항목과 시험방법, 변경된 

기준은 별도의 항을 추가하도록 하였다. 

 한국산업표준과 전기용품안전기준을 비교하여 한국산업표준의 최신판일 경우는 한국산업표준의 내

용을 기준으로 전기용품안전기준의 내용을 개정키로 하며, 이 경우 전기용품안전기준의 구판은 병행

적용함으로서 그간의 인증받은 제품들이 개정기준에 맞추어 개선할 시간적 여유를 줌으로서 기업의 

혼란을 방지하고자 한다.

 그리고 국제표준이 개정되어 판번이 변경되었을 경우는 그 최신판을 한국산업표준으로 개정 요청을 

하고 그리고 전기용품안전기준으로 그 내용을 채택함으로써 전기용품안전기준을 국제표준에 신속하

게 대응하고자 한다. 

 그리고 전기용품안전기준에서만 규정되어 있는 고유기준은 한국산업표준에도 제정요청하고, 아울러 

필요시 국제표준에도 제안하여 우리기술을 국제표준에 반영하고자 한다. 

4. 향후     

 한국산업표준과 전기용품안전기준의 중복시험 항목을 없애고 단일화 함으로써 표준과 기준의 이원화

에 따른 중복인증의 기업부담을 경감시키고, KS표준의 위상을 강화하고자 한다.

 아울러 우리나라 각 부처별로 시행하는 법률에 근거한 각 인증의 기준을 국제표준에 근거한 한국산

업표준으로 일원화할 수 있도록 범부처 모범사례가 되도록 한다.  

 또한 국제인증기구는 국제표준 인증체계를 확대하는 추세에 있으며, 표준을 활용하여 자국 기업의 

경쟁력을 강화하는 추세에 있다. 이에 대응하여 국가표준과 안전기준이 국제표준에 신속히 대응함으

로서 우리나라의 수출기업이 인증에 애로사항을 감소하도록 한다.  
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해설 2 전기용품안전기준의 추가․대체항목 해설

 이 해설은 전기용품안전기준으로 한국산업표준을 채택함에 있어 추가․대체하는 항목을 적용하는 데 

이해를 돕고자 주요사항을 기술한 것으로 규격의 일부가 아니며, 참고자료 또는 보충자료로만 사용

된다.



 구      분 성 명 근  무  처 직    위

(위  원  장)

(위      원)

 

 

 

 

(간      사)

 구      분  성 명 근  무  처 직    위

(연구책임자)

(참여연구원)

 

 

 

심  의 : 

 

원안작성협력 : 

 

 

전기용품안전기준의 열람은 국가기술표준원 홈페이지(http://www.kats.go.kr), 및 제품안전정

보센터(http://www.safety.korea.kr)를 이용하여 주시고, 이 전기용품안전기준에 대한 의견 

또는 질문은 산업통상자원부 국가기술표준원 제품안전정책국 전기통신제품안전과(☎ 

043-870-5441~9)으로 연락하여 주십시오.

 이 안전기준은 전기용품안전관리법 제3조의 규정에 따라 매 5년마다 안전기준전문위원회에

서 심의되어 제정, 개정 또는 폐지됩니다.
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